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 ج 

 

 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

، وظیفـۀ تعیـین،   1396شده در دي مـاه  قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ، ابلاغ 7استاندارد ایران به موجب بند یک مادة سازمان ملی 
 .روزرسانی و نشر استانداردهاي ملی را برعهده داردتدوین، به

مراکـز و مؤسسـات علمـی،     نظـران صـاحب  ،هاي فنـی مرکـب از کارشناسـان سـازمان     هاي مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه
شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیـدي، فنـاوري و تجـاري    پژوهشی، تولیدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام می

ان، مراکـز  کننـدگ کننـدگان، صـادرکنندگان و وارد  صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف هاست که از مشارکت آگاهانه و منصفان
ملی ایران براي نظرخـواهی بـه مراجـع     نویس استانداردهاي شود. پیشدولتی حاصل میهاي دولتی و غیرعلمی و تخصصی، نهادها، سازمان

ملی مـرتبط بـا آن رشـته طـرح و در      هشود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیت هاي مربوط ارسال می کمیسیون نفع و اعضايذي
 شود.استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر میعنوان  به ،ویبصورت تص

ملـی   هکننـد درکمیت ـ  نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می صلاحذيمند و  هاي علاقه که مؤسسات و سازمان  نویس استانداردهایی پیش
 شـود کـه  ملی تلقی مـی  بدین ترتیب، استانداردهایی شود. چاپ و منتشر می استانداردملی ایرانعنوان  بهبررسی و درصورت تصویب،  ،طرح

 شود تشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملیملی استاندارد مربوط که  هتدوین و در کمیت 5 هراستاندارد ملی ایران شما مقررات براساس 
 به تصویب رسیده باشد.

و سـازمان   IEC(2(روشالمللـی الکتـرو   ،کمیسـیون بـین  1(ISO)نداردالمللی اسـتا  ایران از اعضاي اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار
کنـد. در   در کشـور فعالیـت مـی    5(CAC)کمیسیون کدکس غذایی 4تنها رابطعنوان  بهاست و  3(OIML)شناسی قانونی المللی اندازه بین

هاي علمی، فنی و صنعتی جهان  پیشرفتهاي خاص کشور، از آخرین  تدوین استانداردهایملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندي
 شود. گیري می المللی بهره و استانداردهاي بین

کننـدگان، حفـظ سـلامت و ایمنـی      بینی شده در قانون، براي حمایت از مصرف تواند با رعایت موازین پیش سازمان ملی استاندارد ایران می
محیطی و اقتصادي، اجراي بعضی از استانداردهاي ملـی ایـران را    زیستفردي و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات 

حفـظ   منظـور  بـه توانـد  . سازمان مـی کند براي محصولات تولیدي داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شوراي عالی استاندارد، اجباري
. همچنـین بـراي اطمینـان    کنـد  بندي آن را اجبـاري  درجه المللی براي محصولات کشور، اجراي استاندارد کالاهاي صادراتی و بازارهاي بین

 هـاي سـامانه  مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و صدورگواهی هها و مؤسسات فعال در زمین کنندگان از خدمات سازمان به استفاده بخشیدن
گونـه   اسـتاندارد ایـن   سازمان ملـی  ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، محیطی، آزمایشگاه مدیریت کیفیت و مدیریت زیست

تأییـد   هکنـد و در صـورت احـراز شـرایط لازم، گواهینام ـ     ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیـابی مـی   سازمان
تعیـین عیـار فلـزات     یکاها، کالیبراسیون وسایل سنجش، المللی بین دستگاهها نظارت میکند. ترویج ها اعطا و بر عملکرد آنصلاحیت به آن

 .است سازمانملی ایران از دیگر وظایف این  گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي

 

1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission  
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 استاندارد نیتدو یفن ونیسیکم

 »یابی نانوشیء: مشخصه6 قسمت -نامهواژه -فناوري نانو «
 

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 ظریف، محمود

 )ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناسی (

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی -شگر ارشدهپژو

  

  دبیر:

 سهرابی جهرمی، ابوذر

 )نانو فناوري(دکتري 

 هاي پیشرفتهفناوريشرکت راصد توسعه  -مدیر عامل

  

  )الفبا حروف بیترت به یاسام: (اعضا

  حمیدرضا، آقابزرگ

 )معدنی -دکتري شیمی(

 پژوهشگاه صنعت نفت -علمیعضو هیئت 

  

  الهه، پوراسلامی

 )یو مولکول یسلول یشناس ستیارشد ز یکارشناس(

 محصولات ستاد نانو یابیگروه استاندارد و ارز-کارشناس

  

 حسن ي،پو يپو

 (کارشناسی ارشد شیمی)

 الملل ستاد ویژه توسعه فناوري نانو گروه همکاري بین -دبیر

  

 نیثم ی،تکاس

 مهندسی شیمی) ارشد (کارشناسی

 هاي پیشرفته شرکت راصد توسعه فناوري -کارشناس فنی

  

 حامد ر، ستوده تبا

 (کارشناسی مهندسی مکانیک)

 هاي پیشرفته شرکت راصد توسعه فناوري -کارشناس فنی

  

 سیفی، مهوش 
 (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

  ISIRI/TC 229 کمیته فنی متناظر فناوري نانو -نایب رئیس

  

  

 د 
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 سمت و/یا محل اشتغال: اسامی به ترتیب حروف الفبا): (اعضا

 ایمیک، انینائیس

 مهندسی شیمی)ارشد  (کارشناسی

 هاي پیشرفتهشرکت راصد توسعه فناوري -کارشناس فنی

  

 روشنک، يشاکر

 )یمولکول -یاتم کیزیارشد ف یکارشناس(

 ایران استاندارد یسازمان مل -کارشناس

  

 ابوالفضل ، بیشع

 (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

 هاي پیشرفته شرکت راصد توسعه فناوري -کارشناس ارشد فنی

  

 قهیصد، یحسنصادق

 )الکتروشیمی -هیتجز یمیش يدکتر(

 پژوهشگاه صنعت نفت -یعلم ئتیعضو ه

  

 داود ، یغلام

 )مواد یمهندس ،ارشد یکارشناس(

 سایسنجش آو فن نینوشرکت  -کارشناس

  

 سمانه، آذر یگشت

 )مواد یارشد مهندس یکارشناس(

ویـژه توسـعه   سـتاد   یابی ـارزاستاندارد و گروه  -مسئول کارشناس
 نانوفناوري 

  

 زردي، سمیرا گل

 (کارشناسی ارشد، مهندسی مواد)

، ستاد ویـژه توسـعه فنـاوري    و ارزیابی  استانداردگروه  -کارشناس
 نانو

  

  ویراستار:

 سیفی، مهوش 
 (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

 ISIRI/TC 229 کمیته فنی متناظر فناوري نانو -نایب رئیس
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ز گفتار شیپ

 1 کاربرد ههدف و دامن   1

 1 یمراجع الزام   2

 1 عمومی) اصطلاحات اصطلاحات و تعاریف (   3

 5 شکل و اندازه يریگاندازه به مربوطاصطلاحات    4

 5 هاي شکل و اندازهگیرياندازه به مربوطاصطلاحات    4-1      

 6 پراکندگیهاي روش به مربوطاصطلاحات    4-2      

 10 یابی هواسلمشخصه به مربوطاصطلاحات    4-3      

 11 هاي جداسازيروش به مربوطاصطلاحات    4-4      

 15 به میکروسکوپی مربوطاصطلاحات   4-5      

 22 گیري مساحت سطحاندازه به مربوطاصطلاحات    4-6      

 23 آنالیز شیمیایی به مربوط اصطلاحات   5

 31 گیري سایر خواصاندازه به مربوط اصطلاحات   6

 31 گیري جرماندازهمربوط به اصطلاحات    6-1      

 32 گیري دماییاندازهمربوط به  اصطلاحات    6-2      

 32 گیري بلورینگیاندازهمربوط به اصطلاحات    6-3      

 34 هاگیري بار در تعلیقهاندازهمربوط به  اصطلاحات   6-4      

 36 نامهکتاب
 38 نمایه
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 گفتارپیش

 25/09/1396بـار در سـال   نخسـتین که » یابی نانوشیء: مشخصه6 قسمت -نامهواژه -فناوري نانو«استاندارد 
هاي مربوط بر مبناي پـذیرش  تدوین و منتشر شد، براساس پیشنهادهاي دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون

، 7عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشـاره شـده در مـورد الـف، بنـد      اي به المللی/منطقه استانداردهاي بین
اجلاسـیه   پـانزدهمین  و صـد بار مورد تجدیـدنظر قـرار گرفـت و در     اولینبراي  5شمارة  ملی ایراناستاندارد 

اینک این استاندارد بـه اسـتناد بنـد یـک     تصویب شد.  28/02/1401مورخ  فناوري نانوکمیتۀ ملی استاندارد 
اسـتاندارد ملـی ایـران    عنـوان   بـه ، 1396شـده در دي مـاه   ، ابلاغتقویت و توسعه نظام استانداردقانون  7مادة 

 .شود تشر میمن

سـاختار و شـیوة    -(استانداردهاي ملـی ایـران   5استانداردهاي ملی ایران براساس استاندارد ملی ایران شمارة 
هاي ملی و جهـانی در زمینـه   تحولات و پیشرفت باحفظ همگامی و هماهنگی  براي شوند.نگارش) تدوین می

م تجدیدنظر خواهد شـد و هـر پیشـنهادي کـه     لزو صورتایران در ملیهاي صنایع، علوم و خدمات، استاندارد
قـرار   توجـه  نظر در کمیسیون فنی مربوط مورداین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید تکمیلبراي اصلاح و 
 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهاي ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 شود.می 1395: سال 80004-6شمارة  ایزو - ملی ایراناین استاندارد جایگزین استاندارد 

و تهیه و تدوین شـده  » معادل یکسان«به روش المللی زیر  این استاندارد ملی بر مبناي پذیرش استاندارد بین
المللـی مزبـور    باشد و معادل یکسـان اسـتاندارد بـین   شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می

 است:
ISO/TS 80004-6: 2021, Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object 
characterization. 
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 مقدمه

 . انـد نـانو بـاز کـرده   پیشـرفته   فنـاوري را بـه   دري يطـور مـوثر  بـه  کاربرد دستگاهیو  یريگاندازه هايروش
 .است یادرك خواص و عملکرد تمام نانواش یدکل یابی،مشخصه

 مند است. افراد علاقه مختلفکاري  هايحوزه و زمینهپیشافراد با  ینشامل تعاملات بشیء، نانو یابیمشخصه
 هستند که دانانیزیکف  یا دانانیمیشناسان، شیستز ،موادعلم  دانشمندانمثال، براي ، نانو یابیمشخصهبه 

متخصصین  و مقررات گانکنندتنظیم ،گروه ینفراتر از ا. باشد داشته ينظر یا یتجرب ياینهممکن است زم
 مقایسه یلتسهنیز و  برداشتاز هرگونه سوء اجتناب يبرانیز از کاربران این اطلاعات هستند.  توکسیکولوژي

استفاده  ها براي یم، تعیین اصطلاحات و تعیین تعاریف آنمفاهسازي  شفاف ،اطمینانقابل اطلاعات تبادل و
 لازم است.

 :شوندیم يبندطبقه یرز هايتحت عنوان اصطلاحات

 ی؛عموم اصطلاحات: 3 بند - 

 شکل و اندازه؛ یريگمربوط به اندازه اصطلاحات: 4بند - 

 یمیایی؛ش آنالیزمربوط به  اصطلاحات: 5 بند - 

 .یگرخواص د یريگمربوط به اندازه اصطلاحات: 6 بند - 

 خاصـیت  یـک از  یشتوانند بیها مروش یبرخ یرا، زاستشدهراهنما درنظر گرفته صورت  فقط بهها عنوان این
. دهـد یم ـ ، نشـان اسـت  4بند  یهرا که مربوط به بق یکل هايدهاندازهاز  فهرستی 1-4زیربند  .کنند یینرا تع

 .اند گرفتهقرار است،  روشمتناسب با جایی که در متن و  روش هستند دیگر، مبتنی بر هايدهاندازه

 يبـرا  ،نمونـه  يسـاز آمـاده شـامل   دارند که یعیرطبیحالات غ زیآنالبه  یازها نروش بیشتراست که  توجه قابل
 موضـوع   ایـن  .شـود مـی  ،خـلأ  یـا  خـاص  یعمـا  یکقراردادن آن در  یاسطح  یک يرو یامثال قراردادن نانواش

 .دهد ییررا تغ یانانواش یتتواند ماهیم

 یـن ذکرشـده در ا  يهـا نیسـت و روش  هـا  آن یـت منظـور نشـان دادن اولو   بـه استاندارد  یناها درروشترتیب 
شـده در  ذکري هـا روشاز  یبرخ نانواشیا، مشخصی از آنالیز خواصدر از سوي دیگر، . نیستندجامع  استاندارد

 خـواص  یـابی خصـه مش يبـرا  رایج یاصل يهاروش 1جدول در هستند. تر ده متداولاستفا براي استاندارد ینا
 .استشدهفهرست براساس حروف الفبا را  شیءنانو

نوشـت  کـه کوتـه  کنـد. زمـانی  مـی  ارائـه  و اصطلاحات مرتبط یکروسکوپیمهاي تعاریفی از روش ،5-4زیربند 
 باتوجــه بــه مفهــوم مــتن » میکروســکوپی«عنــوان  بــه انتهــایی» M«شــود، توجــه شــود کــه اســتفاده مــی

 اصـطلاح  کـه  ییجـا  روسـکوپ، یکمربـوط بـه م   یفتعـار  يبرا باشد.نیز داشته» میکروسکوپ«تواند معنی می
  کرد. یگزینجا »دستگاه« واژهبا  آن را توانیم شودیم دیده »روش«

 ح 
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ها، توجه شود که نوشتکوته براي این .دهدیارائه م را یمیاییش آنالیزاز اصطلاحات مربوط به  یفیتعار ،5بند 
»S« نیز » سنجطیف«تواند معنی متن میاست، همچنین باتوجه به ارائه شده» سنجیطیف«عنوان  به  انتهایی

آن را بـا واژه   تـوان یم ـ ،شـود مـی  دیده» روش« جایی که واژه ،سنجطیفمربوط به  یفتعار يبرا باشد.داشته
در  یـابی مشخصـه  و یـري گانـدازه  نامـه هواژ يبرا یهمرجع اولعنوان  به استاندارد این .کرد یگزینجا »دستگاه«

 .استگرفته شدهدرنظر  زمینه فناوري نانو

 اشیانانو یابی همشخص يبرا متداول یاصل يها روشت الفبایی فهرس – 1جدول

 هاي متداولعناوین انگلیسی روش متداول يهاروش خاصیت
 centrifugal liquid sedimentation (CLS) (CLS) یعما یزمرکزگر نشینیته اندازه

 atomic-force microscopy (AFM)  (AFM) یاتم یروين یمیکروسکوپ

 (DMAS) تفاضلی  تحرك  سامانه آنالیز
differential mobility analysing  system 
(DMAS) 

 dynamic light scattering (DLS)  (DLS) یانور پو یپراکندگ

شده پلاسما جفت یجرم یسنجیفانواع ط
 (ICP-MS) ییالقا

variants of inductively coupled plasma 
Mass spectrometry (ICP-MS) 

 particle tracking analysis (PTA) (PTA) ذرات یابیرد آنالیز

 scanning electron microscopy (SEM) (SEM) ی روبشیالکترونی میکروسکوپ

 SAXS(  small-angle X-ray scattering (SAXS)( کوچکیهزاو یکسپرتو ا یپراکندگ

 transmission electron microscopy (TEM) (TEM)عبوري  یالکترون ییکروسکوپم

 atomic-force microscopy (AFM) (AFM) یاتم یروين یمیکروسکوپ شکل

 scanning electron microscopy (SEM) (SEM) روبشی  یالکترون ییکروسکوپم

 transmission electron microscopy (TEM) (TEM) عبوري  یالکترون یمیکروسکوپ

 Brunauer-Emmett-Teller (BET) Brunauer–Emmett–Teller (BET) method روش ویژه سطح

 Raman spectroscopy رامان یسنجیفط شیمی (سطح)

 (SIMS)  یهثانو یون یجرم یسنجیفط
 

secondary-ion mass spectrometry (SIMS) 

 X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) (XPS) یکسا پرتوفوتوالکترون  یسنجیفط

شیمی نمونه 
 »توده«

   )EDX( يانرژ کیتفک کسیپرتو ا سنجیفیط
 

energy-dispersive X-ray spectroscopy 
(EDX) 

 شده القایی  ي جفتپلاسما یجرم یسنجیفط
(ICP-MS) 

inductively coupled plasma mass 
Spectrometry (ICP-MS) 

 NMR( nuclear magnetic resonance (NMR)( هسته یسیمغناط تشدید یسنجیفط
spectroscopy 

 ط 
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 (ادامه) 1 جدول

متداول يهاروش یسیانگل نیعناو متداول يهاروش تیخاص  

 SAED( selected area electron diffraction (SAED)شده ( انتخاب یهپراش الکترون ناح ینگیبلور

 XRD( X-ray diffraction (XRD)( یکسا پرتوپراش 

 یلپتانس
 ینتیکالکتروس

 هایقهدر تعل
 electrophoretic mobility لکتروکوچیتحرك ا

 .اندشده گرفته درنظر یسنجفیط دو هر spectroscopyو  spectrometry واژه دو استاندارد نیا در - يادآوری

 ي 
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1 

 

 یابی نانوشیء: مشخصه6قسمت  -نامهواژه -فناوري نانو

 کاربرد هدامنهدف و  1

 يدر حوزه فنـاور  یاءنانواش یابیمشخصهاصطلاحات مربوط به براي ارائه تعاریف  استاندارد یناهدف از تدوین 
 است.نانو 

کـه بـا    نفـع  يذ هاي طرف یرصنعت و سا ،پژوهشها و افراد در سازمان ینارتباط باین استاندارد براي تسهیل 
 است.شدهگرفته، درنظر ها در تعامل هستندآن

 الزامیمراجع  2

 .وجود ندارد الزامیمرجع  یچه استاندارد یندر ا

 )ی(اصطلاحات عموم یفاصطلاحات و تعار 3

 .1کار می روددر این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به

3-1  

 نانومقیاس

nanoscale 
 .است nm 100 تا nm 1 بین تقریباًاندازه گستره 

 ]1395: سال 80004-1شماره  ایزو -استاندارد ملی ایران ،1-2بند زیرمنبع: [

 شوند. تشکیل می طولشوند، معمولا در این محدوده از خواصی که در ابعاد بزرگتري حاصل نمی  -یادآوري

3-2  

 شیءنانو

nano-object 
  .است )1-3(نانومقیاسمجزا از یک ماده با یک، دو یا سه بعد خارجی در  ههر قطع

 ]1395: سال 80004-1 شماره ایزو -استاندارد ملی ایران ،5-2بند زیرمنبع: [

و  https://www.iso.org/obpهـــــاي در وبگـــــاه  IECو  ISOاســـــتانداردهاي  کـــــار رفتـــــه در  و تعـــــاریف بـــــهاصـــــطلاحات  -1
http://www.electropedia.org  دسترس است. قابل 

                                                 

https://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
http://www.electropedia.org/
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 متعامد هستند. یکدیگردوم و سوم نسبت به بعد اول و نسبت به  یبعد خارج -یادآوري

3-3  

 نانوذره

nanoparticle 

ترین محورهاي طول بلندترین و کوتاه ،) که در آن1-3( نانومقیاس) با تمام ابعاد خارجی در 2-3( نانوشیئی
 باشد.اي با یکدیگر تفاوت نداشته ملاحظه قابلطور نانوشیء به

باشند (معمولا بیشتر از سه برابر)، ممکن است اي با یکدیگر تفاوت داشته ملاحظه قابلطور چنانچه ابعاد به -یادآوري
 ترجیح داده شود. »نانوذره«بر  )4-3( نانوصفحه  یا )6-3( مانند نانولیفاصطلاحاتی 

 ]1395 سال :80004-2 هشمار ایزو -استاندارد ملی ایران ،4-4 زیربند[منبع: 

3-4  

 نانوصفحه

nanoplate 

اي ملاحظهطور قابل) و دو بعد خارجی دیگر که به1-3( اسیمقنانو) با یک بعد خارجی در 2-3( نانوشیئی
 .گتر هستندبزر

 در مقیاس نانو نیستند. اًابعاد خارجی بزرگتر لزوم  -1 یادآوري
 مراجعه شود. 3-3در زیربند  1یادآوري به   -2 یادآوري

 ]1395: سال 80004-2 هشمار ایزو - استاندارد ملی ایران ،6-4 زیربند[منبع:  

3-5  

 میلهنانو

nanorod 
 .است رتوپ )6-3( انولیفن

 ]1395: سال 80004-2 هشمار ایزو - استاندارد ملی ایران ،7-4زیربند [منبع: 

3-6  

 نانولیف

nanofibre 

 بزرگتر است. توجهیطور قابل) و بعد سوم که به1-3( مقیاسنانو) با دو بعد خارجی در 2-3(نانوشیئی 

2 
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 در مقیاس نانو نیستند. ابعاد خارجی بزرگتر لزوماً -1 یادآوري
 تواند استفاده شود.نیز می» نانورشته«و  »نانولیفچه«اصطلاحات  -2یادآوري 

 مراجعه شود 3-3 بندزیر یادآوريبه  -3 آوريیاد

 ]1395: سال 80004-2 هایزو شمار -ایراناستاندارد ملی  ،5-4زیربند  [منبع:

3-7  

 نانولوله

nanotube 
 توخالی است. )6-3( نانولیف

 ]1395: سال 80004-2 هایزو شمار -ایراناستاندارد ملی  ،8-4زیربند [منبع: 

3-8  

 کوانتومی هنقط

quantum dot 
 .دهدینشان م ییفضا بعد را در هر سه یکوانتوم شدنمحصور کهاست  يایهناح یا )3-3( نانوذره

حذف  یادآوري -تغییریافته، 1395: سال 80004-12 هایزو شمار -ایران ملی استاندارد ،1-4زیربند [منبع: 
 است.]شده

3-9  

 ذره

particle 
 است. قطعه کوچکی از ماده با مرزهاي فیزیکی معین

 عنوان سطح مشترك نیز توصیف کرد.توان بهمیرا مرز فیزیکی  -1یادآوري 

 جا شود.یک واحد جابهعنوان  به تواند ذره می -2یادآوري 

 .رود میکار ) به2-3( نانواشیااین تعریف کلی از ذره براي  -3یادآوري 

 ]1395: سال 80004-2 هایزو شمار -ایران استاندارد ملی ، 1-3زیربند  :منبع[

3-10  

 کلوخه

agglomerate 
طوري که مساحت اند، به قوي به یکدیگر متصل شده ) که به شکلی ضعیف یا نسبتا9ً-3( ذراتاي از  مجموعه

 دهنده باشد.تک اجزاي تشکیل مشابه مجموع مساحت سطوح تک ،هاآن حاصلسطح خارجی 
3 
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دروالس یا تند، مثلا نیروهاي واندارد نیروهاي ضعیفی هسمی نگهبه یکدیگر نزدیک نیروهایی که کلوخه را  -1 یادآوري
 هاي فیزیکی ساده. تافتگی درهم

 شوند. نامیده می »اول نوع ذرات« ،منشأشوند و ذرات اصلی  نیز درنظر گرفته می »ذرات ثانویه«عنوان  بهها کلوخه -2یادآوري 

 ]1395: سال 80004-2 هایزو شمار -ایران استاندارد ملی  ،4-3زیربند [منبع: 

3-11  

 انبوهه

aggregate 

طور ها بهآن حاصلخورده که مساحت سطح خارجی متشکل از ذراتی با پیوندهاي قوي یا جوش) 9-3( ذره
 دهنده باشد.تک اجزاي تشکیل اي کمتر از مجموع مساحت سطوح تک ملاحظهقابل

یا  نیروهاي قوي هستند، مثلا پیوندهاي کووالانسی یا یونی و ،داردمی نگهیکدیگر  کنارنیروهایی که انبوهه را  -1یادآوري 
 چسبیده قبلی. هم به هصورت، ذرات اولی خوردگی فیزیکی پیچیده یا درغیراین خوردن و گرهنتیجه جوش

 شوند. مینامیده  »هیاول ذرات« منشأ،شوند و ذرات اصلی  نیز در نظر گرفته می »ذرات ثانویه«عنوان   بهها انبوهه -2یادآوري 

 ]1395: سال 80004-2 هایزو شمار -ایران استاندارد ملی  ،5-3زیربند [منبع: 

3-12  

 هواسل

aerosol 

 شده در گاز است.یا مایع معلقو/جامد  )9-3( ذراتاي از سامانه

   ]1389: سال 13830شماره  ملی ایران استاندارد ،1-2زیربند [منبع: 

3-13  

 تعلیقه

suspension 
 باشد. شدهخوبی در آن پراکندهجامدي که به همواد، شامل یک مایع و مادمخلوط ناهمگنی از 

 ]ISO 4618:2014 استاندارد ،2.246زیربند [منبع: 

3-14  

 پراکنه

dispersion 

4 
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5 

 

 بـا  یوسـته فاز پ یک) در یوستهگاز: فاز ناپ یا یعهر حالت (جامد، ما هاي یوستگیکه در آن ناپ يفازچند سامانه
 .شوند یم یعحالت متفاوت توز یا یبترک

 ینـد آفر«عبـارت  از  شـود توصیه مـی  متن یندر ا ؛اشاره دارد هپراکن یدتول یندفرآ یابه عمل  اصطلاح ینا ینهمچن -1 يادآوری
 استفاده شود. »شپراکن

 هشود. اگر پراکن ـیشناخته م )13-3( تعلیقه یکعنوان  به هشوند، پراکن یعتوز یعما یکدر  )9-3( ذرات جامداگر  -2 يادآوری
از هر دو فاز جامـد و   تعلیقه امولسیونیک ی .یندگویم )یونامولسنامیزه (باشد، به آن   امتزاج یرقابلغ یعچند فاز ما یاشامل دو 

 .اندشده یعتوز یوستهپ یعاست که در فاز ماشده یلتشک یعما

 »پیوطـور کلـی، میکروسـک   بـه « تعریـف در ایـن   -تغییریافته ، ISO/TR 13097استاندارد ،2.5زیربند [منبع: 
  یاصـل  یـادآوري  یگزینجـا  2و  1هـاي آوريیـاد  .اسـت شـده  »شـده پراکنـده «جایگزین  »شدهتوزیع«ذف و ح

 .]استشده

   گیري شکل و اندازهمرتبط با اندازه اصطلاحات  4

 شکل و اندازه 1هايدههمرتبط با اندازاصطلاحات  4-1

4-1-1  

 اندازه ذره

particle size 

تعیـین   مشـخص، گیـري  تحـت شـرایط انـدازه    و مشـخص گیري که با روش اندازه )9-3( ذره یک خطیعد ب 
 شود.می

نظـر از خـواص واقعـی    اند. صـرف گیري خواص فیزیکی متفاوت بنا نهاده شده، بر پایه اندازهآنالیزهاي گوناگون روش -یادآوري
 قطر کروي (ذره) درنظر گرفت. عد خطی و معادل باعنوان یک بتوان بهذره، اندازه ذره را می

4-1-2  

 توزیع اندازه ذره

particle size distribution 
 است. )1-1-4( ذراتاندازه صورت تابعی از به )9-3( ذراتکمیت توزیع 

 ـتـوان  توزیع اندازه ذره را می -1 یادآوري   هردصـورت توزیـع انباشـتی و یـا چگـالی توزیـع (توزیـع کسـر حجمـی مـاده در            هب
 .کرد) بیان تقسیم بر پهناي همان رده متفاوتهاي اندازه

 .حجم باشد یاتواند براساس عدد، جرم  یم یتمثال کمعنوان  به -2 یادآوري

1- Measurands 
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4-1-3  

 شکل ذره

particle shape 
 است. )9-3( ذرههندسی بیرونی یک  حالت

 ].استشدهحذف » ذره«از قبل  »پودر« -، تغییریافتهISO 3252: 2019استاندارد  ،3.1.59زیربند [منبع: 

4-1-4  

 ينسبت منظر

aspect ratio  
 .استبه عرض آن  )9-3( ذرهیک  طولنسبت 

 ]ISO 14966: 2019 استاندارد ،3.7زیربند [منبع: 

4-1-5  

 معادلقطر 

equivalent diameter 
 هذروسیله به ، پاسخی معادل با پاسخ ایجادشدهمعینِ اندازه ذره گیري یک روش اندازهبا اي است که قطر کره

 شده دارد. گیرياندازه )3-9(

 مشاهدهقابل یهناح یا یتمحلول الکترولجایی حجمی بهجا یکسان یا ینینشسرعت ته یزیکی،خواص ف ،مثال براي -1 یادآوري
 شود.مناسب بیان مینویس  پایین، با استفاده از یک اشاره دارد قطر معادل که به خاصیت فیزیکی  .هستند یکروسکوپم یرزدر 

معادل و  یقطر حجم يبرا »V« نویس پایینمثال، عنوان  به .]مراجعه شود 1384: سال 8201-1 شماره ملی ایران استاندارد به[
 .شوداستفاده می قطر مساحت سطح معادل يبرا »S« نویس پایین

 شود.یک قطر معادل استفاده میهاي پراکندگی نور، از دستگاهو  ذرات هبراي شمارش گسست -2 یادآوري

قطـر معـادل ماننـد قطـر      هنیز براي محاسـب  در یک سیال ذرات موثر چگالی عنوان مثال بهماده  يهاپارامترسایر  -3یادآوري 
، گیرندکه براي محاسبات مورداستفاده قرار می هاییپارامترشود توصیه می. شوند میاستفاده  ،نشینیاستوکس یا قطر معادل ته

 .شودنیز گزارش 

 اي بـا چگـالی  . قطـر آئرودینامیـک، قطـر کـره    شـود  مـی ، قطـر آئرودینامیـک اسـتفاده    لخَـت هـاي  دسـتگاه براي  -4 یادآوري
kg/m-3  1000 دارد. رانشینی معادل با آن ذره در معادله است که سرعت ته 

 هاي پراکندگیمرتبط با روش اصطلاحات   4-2

4-2-1  

 چرخش شعاع

radius of gyration 

6 
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7 

 

حـول آن محـور بـر     1گشتاور لختـی دوم  هتوزیع جرم حول یک محور انتخابی است که از تقسیم ریش سنجه
 آید.  دست میجرم آن به

ــادآوري ــراي مشخصــه -ی ــابی ب ــیای ــین  آن دســته از روش )2-3( ،نانواش ــراي تعی ــه شــعاع چــرخش را ب ــاي فیزیکــی ک                    ه
و پراکنـدگی   )4-2-2( کوچـک  زاویـه  پراکندگی نوترونیایستا،  کنند شامل پراکندگی نورگیري میاندازه ) 1-1-4( ذرهاندازه 

 شود.می )4-2-4( کوچک زاویه پرتو ایکس

 ].استیادآوري حذف شده -، تغییریافته1391: سال 14835 شماره ، استاندارد ملی ایران4-3زیربند : منبع[

4-2-2  

 کوچکپراکندگی نوترونی زاویه

small angle neutron scattering  
SANS 

شـده بـراي   پراکنـده  هـاي و شدت نوترون از یک نمونهشده  پراکنده يهایک باریکه از نوتروندر آن روشی که 
 شود.گیري میاندازه ،کوچک هزاوی انحراف

اسـت. ایـن    10° تا 0٫5° نیمعمولا ب یپراکندگ هیزاو، nm 200 تا nm 1 اسیماده با مق کیساختار  همطالع يبرا -1 يادآوری
 کند.شده در یک محیط همگن را ارائه می پراکنده )9-3( ذرات محدودي، شکل دامنهدر ها و اطلاعاتی در مورد اندازه ،روش

4-2-3  

 پراش نوترونی

neutron diffraction 
 براي تعیین ساختار اتمی و یا مغناطیسی ماده است. 2پراش نوترونی کشسان کارگیريبه

دارنـد. الگـوي پـراش ایجادشـده      فـرودي هاي پرتوي  ، تقریباً انرژي برابر با نوتروندر آزمایشظاهرشده هاي  نوترون -یادآوري
 کند.اطلاعاتی از ساختار ماده را ارائه می

4-2-4  

 کوچکپراکندگی پرتو ایکس زاویه

small angle X-ray scattering 
SAXS 

  زوایـاي کوچـک  بـراي بررسـی انحـراف     کشسـان صـورت  بـه  شـده پراکنـده  پرتو ایکسکه شدت است ی روش
   شود.گیري میاندازه

1- Moment of inertia 
2- Elastic 
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اطلاعـات سـاختاري    ،شـود. ایـن روش  گیـري مـی  انـدازه  10°تـا   0٫1° زوایاي گسترهدار معمولا در پراکندگی زاویه -یادآوري
طور هاي منظم و بهرا براي سامانه nm 200و کمتر از  nm 5بودن در واحدهاي طولی بیش از  تناوبیمانند ه ،هامولکولدرشت

 کند. فراهم می ،جزیی منظم

   ].استحذف شده 3و 2یادآوري -، تغییریافتهISO 18115-1: 2013 استاندارد ،3.18زیربند [منبع: 

4-2-5  

 پراکندگی نور

light scattering 
 .استنور در فصل مشترك دو محیط با خواص نوري متفاوت  انتشارتغییر در 

4-2-6  

 یکهیدرودینامیقطر 

hydrodynamic diameter 
کـروي بـدون    هیـک ذر عنوان  به ضریب نفوذ یکسانداراي  مایعیک در  )9-3( ذرهیک  )5-1-4( معادلقطر 

 است.در آن مایع  مرزي هلای

 شده باشند.و حل پویا ي،کرویرتوانند غی) در محلول م3-3( نانوذراتدر عمل،  -1 یادآوري

به سطح جامد  یکنزد یمواد جذب یا یالنازك از س یهلا یک ینخواهد داشت. ا يمرزیهلا یک یعما یکذره در  یک -2یادآوري
از صفر در سطح جامد تا  یالد. سرعت سنگذاریم یالسرعت س یعبر توز یتوجهقابل یرتأث یبرش يهااست که در آن تنش

 .کندتغییر میاز سطح جامد  مشخصی هآزاد در فاصل یانسرعت جر

4-2-7  

 پراکندگی نورپویا

dynamic light scattering 
DLS 

 بستگی فوتونسنجی همطیف
photon correlation spectroscopy 
PCS 

 یک  نور شبه الاست یشده: پراکندگمنسوخاصطلاح 
DEPRECATED: quasi-elastic light scattering 

 QELSشده: منسوخاصطلاح 
DEPRECATED: QELS 

یک لیزر مورد تـابش قرارگرفتـه و تغییـر     با ، مایع )13-3( هدر یک تعلیق )9-3( ذراتکه در آن است ی روش
بـه حرکـت براونـی     بسـته ) 1-1-4( ذرهانـدازه  بـراي تعیـین   وابسـته بـه زمـان    شـده  در شدت نور پراکنـده 
 د.نگیرمورداستفاده قرار می
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اندازه ، بنابراینضریب نفوذ انتقالی و  دست آوردنبهتواند موجب شده، می پراکندهشدت وابسته به زمانِ نور تحلیل  -1 یادآوري
 شود.  1نییشتنیا -استوکس هبا استفاده از رابط )6-2-4( امیکهیدرودین قطرعنوان  بهذره 

 گسـتره شـده در   دادهمعمـول ذرات تشـخیص   انـدازه  ، زیـرا  اسـتفاده اسـت  قابـل  )3-3( نـانوذرات این روش براي  -2 یادآوري
 nm 1 تا nm 6000  نشینی است.محدود و ته بروانیاست. حد بالایی ناشی از حرکت 

 ندارند. کنش برهم یکدیگرشود که در آن ذرات با  یماستفاده  یقرق يهاهتعلیقمعمولاً در  DLS -3 یادآوري

4-2-8  

 نانوذرات ردگیري آنالیز

nanoparticle tracking analysis 
NTA 
particle tracking analysis 
PTA 

، )13-3( تعلیقـه درون یـک   حرکـت گرانشـی  بـا  یـا   /و حرکت براونـی  با )9-3( ذراتکه در آن است روشی 
  هـا آن )4-1-1( انـدازه ذره  تعیـین منظـور   بـه  مجـزا  و تغییـر مکـان ذرات   روشـن شـده  لیـزر   ه یـک وسیل به

 گیرد.مورداستفاده قرار می

عنـوان   بـه ذره انـدازه  ، جـه یدر نتضریب نفوذ انتقالی و  آوردندست  به، موجب وابسته به زمان هذرموقعیت تحلیل  -1 یادآوري
 شود.  مین ییشتنیا -استوکس هبا استفاده از رابط )6-2-4( هیدرودینامیک قطر

 تـا  nm 10 گسـتره شـده در  شناسـایی معمـول ذرات   هانـداز  زیـرا  ،کـاربرد دارد  )3-3( نـانوذرات بـراي   آنالیزاین  -2 یادآوري
 nm2000  نشـینی  محـدود و تـه   بروانـی ناشی از حرکت  ذراتی با ضریب شکست بالا و حد بالایی نیز مستلزمپایینی است. حد
 است.

 گسـتره  PTA یـرا ز ،اسـت  PTAاز  يا یرمجموعـه ز NTAشـود.  یاستفاده م ـ PTA یفتوص يبرا NTA اغلب -3 یادآوري

 .دهدیپوشش م )1-3( نانو اسیمقاز اندازه ذرات را نسبت به  يبزرگتر

 

4-2-9  

 یکنور چندگانه استات یپراکندگ

static multiple light scattering 
SMLS 

 نـور  از یمتـوال  یپراکنـدگ  دادی ـرو چنـد  از پـس  یبازگشـت  شدهپراکنده ای يعبور نور شدت آن در که یروش
   .شودیم يریگاندازه یتصادف یپراکندگ طیمح کی در يفرود

 ]ISO/TS 21357:2022استاندارد  ،3.1زیربند [منبع: 

1- Stokes-Einstein 
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 یابی هواسلمرتبط با مشخصه اصطلاحات  4-3

4-3-1  

 ذره تراکم هشمارند

condensation particle counter  
CPC 

انـدازه   یشافـزا  بـراي استفاده از اثر تراکم با  را )2-12( هواسل )9-3( ذرات تعدادغلظت ی است که دستگاه
 کند.  گیري میاندازه ذرات هواسل

 شده معمولا کوچکتر از چندصد نانومتر و بزرگتر از چند نانومتر است.  شناساییذرات اندازه  -1 یادآوري

ی تفاضـل  یک ـیالکتر کننـده بنـدي طبقـه مناسب براي اسـتفاده بـه همـراه     سازیک آشکار، ذره تراکم هشمارندیک  -2 یادآوري
)DMEC ()4-3-2( .است 

 نامیده شود.  »CNC(1تراکم هسته ( هشمارند«تراکم ذره، یک  هشمارنددر برخی موارد، ممکن است یک  -3یادآوري

 حـذف   4یـادآوري  -، تغییریافتـه 1392: سـال  17149 شـماره  ، استاندارد ملـی ایـران  8-2-3زیربند  : [منبع
 است.]شده

4-3-2  

 الکتریکی تفاضلی کنندهيبندطبقه

differential electrical mobility classifier  
DEMC 

 هاآن و عبور بر اساس تحرك الکتریکی) 12-3( هواسل) 9-3( ذراتکه قادر به انتخاب  کننده يبندیک طبقه
 است. تا خروج

، ذرات هواسل را با ایجـاد تعـادل در نیروهـاي الکتریکـی موجـود در      تحرك الکتریکی تفاضلیکننده  يبندطبقههر  -یادآوري
 ذرات  کنـد. بنـدي مـی  الکتریکـی طبقـه  آئرودینـامیکی در یـک میـدان   ها و بـا اسـتفاده از نیـروي کششـی     سطح هر یک از آن

 کننـده بنـدي طبقـه در گستره باریکی از تحرك الکتریکی هستند که براساس شرایط عملیاتی و ابعـاد فیزیکـی    شدهبنديطبقه
هـاي متفـاوتی داشـته    انـدازه  تواننـد الکتریکی که دارند، مـی  بارتعداد که با توجه به  حالیدر ،شوندتعیین می یتفاضل یکیالکتر

 باشند.

 ]1389: سال 13830شماره  ملی ایران استاندارد ،11-3زیربند [منبع: 

4-3-3  

 سامانه تحلیل تحرك تفاضلی

differential mobility analyzing system  

1- Condensation Nucleus Counter 
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DMAS 
ه شـامل  ک ـکـوچکتر از میکرومتـر    )12-3( هواسل )9-3( ذرات گیري توزیع اندازهبراي اندازهاست اي سامانه

داخلی، رایانه و  اتصالاتسنج، آشکارساز ذره، سامانه جریان ،)2-3-4(ی تفاضل یکیالکتر کنندهبنديطبقهیک 
 .استافزار مناسب یک نرم

 ]1389: سال 13830شماره  ملی ایران استاندارد ،12-3زیربند [منبع: 

4-3-4  

  يالکترومتر هواسل فنجان فاراد

Faraday-cup aerosol electrometer 

FCAE 
 است. )12-3( هواسل) 9-3( ذرات باشده حمل یکیالکتر يبارها یريگاندازه يشده برایطراحاي  سامانه

 ینزم ـبـه  پوشـش عنصـر حسـگر     يبـرا  یعنوان محافظ بهو است  یکیالکتر يفنجان رسانا یکشامل FCAE یک  -یادآوري
عنصر حسگر و مـدار   ینب یکی، اتصال الکترسل باردارهواگرفتن ذرات  يسل براهواکننده یلترف یطکه شامل مح استشدهمتصل

 سنج است.یانجر یکالکترومتر و 

ذرات «و » الکترومتـر «بـا   »سـامانه « ،1389: سـال  13830شماره  ملی ایران استاندارد ،15-3زیربند [منبع: 
 ]است.جایگزین شده »یک هواسل«با  »هواسل

 جداسازيهاي مرتبط با روش اصطلاحات  4-4

4-4-1  

 میدان باجریان جزءجزءکردن 

field flow fractionation  
FFF 

 اعمـال   یمیـدان  باریـک،  مجـراي از یـک   گذرنـده  )13-3( هتعلیقکه در آن بر یک  است روش جداسازيیک 
هـا در اثـر نیـروي ناشـی از     موجود در مایع براساس تفاوت تحرك آن )9-3( ذراتشود تا موجب جدایش می

 میدان شود.

 گریز از مرکز، یک جریان مایع، الکتریکی و یا مغناطیسی باشد.تواند گرانشی، این میدان براي مثال می -1 یادآوري

 را )2-3(ء نانواشـیا انـدازه  مکان تعیین انـدازه و توزیـع   استفاده از یک آشکارساز مناسب حین یا پس از جدایش، ا -2 یادآوري
 کند. میسر می

4-4-2  

 میدان با نامتقارن یانجرجزءجزءکردن 

asymmetrical-flow field-flow fractionation 

11 
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AF4 
اسـتفاده   کانـال  یـان شده عمود بر جرمتقاطع اعمال یانجر یدانم یکاز  است که درآن  يجداساز روشیک 
 .دست یابد یتاندازه آنال یانفوذ  یببراساس ضر يبه جداساز کند تامی

متقـاطع در   یـان کـه جر  یحال، درآیدوجود می هب) در کانال ذخیرهتراوا (یمن هیوارد یکمتقاطع با استفاده از  یانجر -1 یادآوري
 ) صفر است.یه(تخل مخالف شتقابل نیرغ یوارد یک

طریـق  شـود و از  ی) وارد م ـfritتـراوا (  هیـوار د طریق یـک متقاطع از  یانمتقارن، جر یاندر جر ،ايیسهمقا طور به -2 یادآوري
 شود.یم یجادکانال ا یاناز جر گانهشود و جدایمخالف خارج م يتراوایمن هیوارد

 هـا گونـه  ینکه نفوذ غالب است و کوچکتر ییجا شوند،یجزءجزء م »نرمال«به روش  طور کلی به) 2-3( یاءنانواش -3 یادآوري
ابتـدا   و از جزءجـزء کـردن غالـب اسـت     »ییفضـا  یـه فرالا«حالـت  طور کلـی   به ،یکرومتراندازه مگستره . در شوندمی جدا ابتدا

 يپارامترهـا  یـا خـواص مـواد    یرتأث تحتتواند یم ییفضا یهلا فوقبه حالت  يانتقال از حالت عاد شوند.می جدا هاگونه ینبزرگتر
 عینم یتجرب شرایط یک يبرا  توانیمرا حال، انتقال  ینابا است.نشده ییشناسا مشخصیطور  به ینو بنابرا یردقرارگ یريگاندازه

 دهد.یرخ م mµ  2 تا µm  0٫5 از حدود) 1-1-4( هاندازه ذر گستره درمعمول، انتقال  طور به د؛کر یفتعر به وضوح

 گسـتره در ) 9-3( ذرات يجداسـاز  یـت ظرف روش یناو  است ییفضا یهلافراو  يعاد روشهر دو شامل  روش ینا -4یادآوري 
 .داردرا  µm 50تا حدود nm 1 یباًتقر ةانداز

 ]است.شده اضافه »AF4« نوشتکوته-تغییریافته ،ISO 21362: 2018 استاندارد ، 3.4زیربند [منبع: 

4-4-3  

 یزمرکزگر یدانم یانجزءجزءکردن جر

 centrifugal field-flow fractionation 
CF3 

 اعمـال   مـدور کانـال   یـک عمـود بـر   و کند استفاده می یزگرمرکز یدانم یکاز است که  يجداساز یک روش 
 یبـاً تـا تقر  nm  10از یبـاً تقر )9-3( ذراتانـدازه   يجداسـاز  تـا  چرخـد  یم ـخـود  شـود کـه حـول محـور     یم

µm 50 حاصل شود. 

 شود.یکنترل م هموثر ذر یاز اندازه و چگال یبیترک با يجداساز -1یادآوري 

 شود.محدود میآن  بااست و  هموثر ذر یچگالبه  وابستهاجرا  قابل هانداز گستره -2یادآوري 

 ]است.شده اضافه »CF3« وشتنکوته-تغییریافته، ISO 21362: 2018استاندارد  ،3.5زیربند [منبع: 

4-4-4  
  یلیتحل مرکزگریزي

analytical centrifugation 
  یزمرکزگر یعما نشینیته
 
  centrifugal liquid sedimentation 

CLS 
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 نشـینی تـه سـرعت  براسـاس  ) 13-3( هتعلیق یکدر ) 9-3( ذراتموثر  یچگال یاکه در آن اندازه است  یروش
 شود.یم یريگاندازه یزگرمرکز یدانم یکها در آن

 انـدازي راه) و گیـرد قـرار مـی  مشـخص   یتموقع یککه نمونه در  یی(جا یخط اندازيراه دستگاههر دو  ،روش ینا -1یادآوري 
 شود.می شاملرا  )گیردقرار می  یهتعادل اول یعکه نمونه با توز ییهمگن (جا

 .شودمی شاملرا  1 نوع کووت يهادستگاهو  یسکید دستگاههر دو  روش ینا -2یادآوري 

4-4-5  

 یشی افزا یخط ياندازبا راه ياصفحه یزمرکزگر یعما ینینشته

line-start incremental disc-type centrifugal liquid sedimentation 

 CLSاندازي خطی افزایشی از نوع دیسک راه

 
line-start incremental disc-type CLS 

 تفاضلی  یزمرکز گر ینینشته
 
differential centrifugal sedimentation 
DCS 

قـرار  چرخـان   صـفحه  یـک مشخص در  یتموقع یکنمونه در  است که در آن، )4-4-4( یلیتحل مرکزگریزي
 .تاسر شدهپ سیال یکبا  بخشی از آن ودارد 

 .حاصل شوداطمینان  یکنواخت ینینشاز تهاست تا  چگالی 2شیب يدارا یالس معمولا -1یادآوري 

) 9-3ذرات ( یدنرس ـ بـراي لازم  يهاشده وجود دارد و زمانیینتع یشاز پ یتموقع یکآشکارساز در  یک معمولا -2یادآوري 
 .کندیثبت م را آشکارساز ینبه ا

 ـا تواند یم روش ینموثر ذرات، ا یبسته به چگال -3یادآوري    nm 2 ین) را ب ـ2-1-4( هانـدازه ذر  یـع توزو ) 1-1-4( هدازه ذرن
 کند.جداسازي درصد را  2متفاوت کمتر از  يها ذرات با اندازه تواند یکند و م یريگ اندازه µm10  تا

4-4-6  

 گزینکروماتوگرافی اندازه

size exclusion chromatography  
SEC 

شده در جداهاي جدایش براساس حجم هیدرودینامیک مولکول ،که در آناست فی مایع اروش کروماتوگریک 
 هـاي جداشـده انجـام    مولکـول  هانـداز مواد غیرجاذب متخلخل با اندازه حفراتی شبیه بـه   با رشدهپ یک ستون

 شود.  می

1- Cuvette 
2- Gradient 
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بـراي مثـال    ،شده با یـک آشکارسـاز   صافذرات اندازه تواند براي تعیین اندازه و توزیع میگزین کروماتوگرافی اندازه -یادآوري
 .تلفیق شود )4-2-7( (DLS) نورپویاپراکندگی 

4-4-7  

 ی تپمقاومتی حسگر 
electrical zone sensing  
RPS 

 اي الکتریکیمنطقه حسگري
electrical sensing zone method  

 کالتر هشمارند
Coulter counter 

 یکیالکتر یهشده: حسگر ناحمنسوخاصطلاح 
DEPRECATED: electrical zone sensing 

فت جریان الکتریکـی  گیري اُدر الکترولیت با اندازه )9-3( ذراتاندازه گیري روشی است براي شمارش و اندازه
 کند.بین دو محفظه عبور می هروزناز  هنگامی که ذره ،یا اختلاف پتانسیل

 ذره است (اصل کالتر).متناسب با حجم  یلاختلاف پتانس یا افت جریان -1 یادآوري

 شوند. هدایت می روزنهفشار و یا میدان الکتریکی به سمت  هوسیل ذرات به -2 یادآوري

  مورداستفاده قرار گیرد. مجزا )2-3( نانواشیاگیري باشد و براي اندازه )1-3( نانومقیاستواند می روزنه هانداز -3 یادآوري

4-4-8  

 ايذرهجرمی تک -القایی هشدسنجی پلاسماي جفتطیف

single-particle inductively coupled plasma mass spectrometry 
sp-ICP-MS 

 )13-3( تعلیقهیک  که در آن )23-5( جرمی -شده القاییسنجی پلاسماي جفتطیف با استفاده از روش
 در یجرم-ییالقا هشد جفت يپلاسما یسنجفیطهاي شود و سیگنالآنالیز می )2-3( نانواشیارقیق از 

 جرمی )هاي (قله 1هاي امکان شناسایی ذره به ذره در پیک ،شودآوري میجمع بالا یزمان يریپذکیتفک
 کند.میفراهم مشخص و عدد غلظت، اندازه و توزیع اندازه را 

1- Peaks 
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 میکروسکوپی مرتبط با اصطلاحات 4-5

4-5-1  

 روبشی یپروبمیکروسکوپی 

scanning probe microscopy  
SPM 

 بر روي سطح مورد مطالعه اسـت کـه در آن پاسـخ    پروب تصویربرداري از سطوح با روبش مکانیکی یک روش
 شود.گیري مییک آشکارساز اندازه زمانهم

میکروسـکوپی   ،)AFM( )4-5-2( میکروسکوپی نیـروي اتمـی  هاي زیادي از جمله شامل روش این عبارت عمومی -1 یادآوري
 روبشـی  زنـی میکروسکوپی تونل ) وSICM( سکوپی روبشی هدایت یونمیکرو ،)SNOM( )4-5-4(نوري میدان نزدیک روبشی 

)STM( )4-5-3 (است . 

رویـت هسـتند تـا میکروسـکوپی      قابلهاي منفرد که در آن اتم STMپذیري تفکیکها از این روش پذیريتفکیک -2 یادآوري
 یر است.غمت ،است mµ 1 در حدود پذیريتفکیک) که در آن SThMروبشی ( گرمایی

 تغییـر   1 هـا در یـادآوري  روشفهرسـت   -، تغییریافتـه ISO 18115-2:2013د اسـتاندار ، 3.30زیربند [منبع: 
 ]کرده است.

4-5-2  

 نیروي اتمی یمیکروسکوپ
atomic force microscopy 
AFM 

 پویشی نیروي یمیکروسکوپشده: منسوخ اصطلاح
DEPRECATED: scanning force microscopy 

 SFMشده: منسوخ اصطلاح
DEPRECATED: SFM 

تیـز کـه    سـوزن انحـراف یـک    ،در آن هـا کـه  سطح آن هی شمارندروبش مکانیک باتصویربرداري سطوح  روش
 شود.می پایشقرار دارد،  تیركکند و بر روي یک نیروهاي سطحی را حس می

  را فراهم کند. رسانای از ارتفاع سطوح عایق و تصویر کمتواند یک می AFM -1 یادآوري

  zو  x ،yجهـت هــاي  ثابـت اسـت در    سـوزن موقعیـت  کـه  نمونـه را در حـالی   ،AFMهـاي  اهدسـتگ برخـی از   -2 یـادآوري 
 نمونه ثابت است.موقعیت که درحالی دهندرا حرکت می سوزنکند و برخی دیگر جا میهابج

هـاي مناسـب،   اتمی با نمونه پذیريتفکیک. داد انجامشده و یا هوا ، مایع، اتمسفر کنترلخلأدر  توانرا می AFM -3 یادآوري
 دستیابی است. تیز و استفاده از حالت تصویربرداري مناسب قابل سوزن

گیـري کـرد. وقتـی    توان انـدازه و برشی را می یجانبی، اصطکاک یا يانواع گوناگونی از نیروها مانند نیروهاي عمود -4 یادآوري
میکروسکوپی نیروي جانبی، اصطکاکی و یا برشی خواهد بـود. ایـن عبـارت    گیري شود، روش اندازهشده در بالا هاي اشارهنیروي

 شود.هاي میکروسکوپی نیرو میاین روش انواع همهکلی شامل 

15 
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پیکسلی  هموجود در آرای مجزادر نقاط  دروالس)(وان سطحی يگیري نیروهاي عمودندازهتوان براي امی را AFM -5 یادآوري
 کار برد.بهشده براي تصویربرداري  استفاده

(بـا توجـه بـه     Nµ 0٫1از  باید کمتـر   ي، نیروي عمودnm 100از  شعاع کوچکتر با AFM سوزنبراي انواع رایج  -6 یادآوري
 رخ ندهد. سوزنیا فرسایش بیش از حد جنس نمونه) باشد تا تغییر فرم برگشت ناپذیر و 

 ]ISO 18115-2: 2013 استاندارد، 3.2زیربند [منبع: 

4-5-3  

 ی روبشیزنمیکروسکوپی تونل

scanning tunneling microscopy  
STM 

با روبـش مکـانیکی    رساناتصویربرداري از سطوح  براي )SPM( )4-5-1( یروبش زنیتونل یکروسکوپیم حالت
زنی و جدایی جریان تونل هايدادهکه در آن است و تیز  1دارسوولتاژ  رسانا با پروب سوزن یک وسیلهبهسطح 
 گیرند.براي تشکیل تصویر مورداستفاده قرار میسطح -سوزن

 هـاي اتمی بـا نمونـه   پذیريتفکیکشود.  انجام، مایع و یا هوا خلأتواند در می یروبش زنیتونل یکروسکوپیمحالت  -1 یادآوري
  فـراهم طـراف سـطح   اهـاي  ي اتـم هاپیوند موضعی هايداده و مناسبهاي تیز همچنین با استفاده از نمونههاي پروبمناسب و 

  شود.می

زنی در یک ارتفاع ثابت یا جریان تونل هايدادهیا  زنی ثابتدر یک جریان تونل ارتفاع هايدادهتواند از تصویر می -2 يیادآور 
 و نمونه حاصل شود.سوزن  بیناي نسبی تعریف شده لحالات دیگر از پتانسی

آل، ها در سطوح و در مـوارد ایـده  حالتبرداري چگالی اي نقشهتوان برمیرا  یروبش زنیتونل یکروسکوپیحالت م -3 یادآوري 
توانند به شدت تغییر کنند (حتی براي ، میسوزن ولتاژ سودارد. تصاویر سطح، بسته به دامورداستفاده قرار  مجزاهاي اتماطراف 

  .همان توپوگرافی)

 ]ISO 18115-2:2013 استاندارد، 3.34 زیربند[منبع:  

4-5-4  

 نزدیکمیدانروبشی میکروسکوپی نوري 

near-field scanning optical microscopy 
NSOM 
scanning near-field optical microscopy 

 SNOM  

1- Voltage-biased  
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فعال  پروبصورت نوري و در حالت عبوري یا انعکاسی با روبش مکانیکی یک به  روش تصویربرداري از سطوح
شـده و  عبوري یا منعکس نور پایشحال عینو در روي سطح بر بسیار کوچکتر از طول موج نوراندازه با  نوري

 میدان نزدیک است. 1الگوي یا سیگنال ایجادشده در

کنـد تـا   در حالـت برشـی نوسـان مـی     پروبشود. معمولا در ارتفاع ثابتی روبش می پروبتوپوگرافی مهم است و   -1 یادآوري
 کند.ارتفاع را تشخیص داده و تنظیم 

است و این براي  nm 100 تا nm 10 گسترهمعمولا در  روزنهاندازه شود، تعریف  روزنهبا یک  پروبطول هرگاه   -2 يیادآور 
ود تـا از  ش ـنامیـده مـی  اي روزنـه  SNOMو یـا   NSOMمعمـولا   دسـتگاه ه است. ایـن  کنندبسیار تعیین پذیريتفکیکتعیین 

NSOM  و یاSNOM که قبلا  چه(آن شود.یز داده شی تمپراکنNSOM  یاSNOM    گرچـه ) اسـت شـده بدون روزنـه نامیـده 
شده روشن تیزسوزن با استفاده از یک  فعال نوري پروب، طول روزنهدر حالت بدون  شود.نظر میصرف» ايروزنه«معمولا صفت 

  هکننـد تعیـین عامـل  تـرین  تعریـف شـده و ایـن عمـده     nm 100 تـا  nm 10بـا شـعاع   شـده   دهـی پوششیا نوك فلزي  فلزي
 است. پذیريتفکیک

 یکروسـکوپ یم مشابه بـا آنچـه در   2سطح ربندهايپی از امکان ایجاد تصویري کمNSOM بر تصویر نوري،  علاوه -3 یادآوري 
 کند. را فراهم می استمیسر  شده ترازهم روبشی یپروبهاي روش یرو سا )AFM ()2-5-4( یاتم يروین

بـرهمین   و اسـت شـده حذف  1یادآوري  -تغییریافته - ISO 18115-2: 2013استاندارد  ،3.17زیربند [منبع: 
 ].استشدهحذف  5. یادآوري استشدهگذاري  دوباره شماره 4و  3، 2 ،هاي یادآوري اساس

4-5-5  

 میکروسکوپی الکترونی روبشی

scanning electron microscopy 
SEM 

شـده و نیـز تـابش    ، جذببازگشتی پراکندگیبس هاي ثانویه،ی است که اطلاعات فیزیکی (مانند الکترونروش
، را براي تعیین سـاختار و سطح نمونه  کندرا بررسی و تحلیل می الکترونی هباریکپرتو ایکس) حاصل از تولید 

 کند.و توپوگرافی نمونه روبش می بنديترکیب

4-5-6  

 يالکترونی عبور میکروسکوپی

transmission electron microscopy  
TEM 

 عبـور  از نمونه که الکترونی هیک باریک وسیلهبهشده و یا الگوهاي پراش نمونه را نماییکه تصاویر بزرگ روشی
 .کند میکرده، تولید کنش برهمبا آن و 

1- Regime 
2- Surface cuntours 
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» میکروسـکوپی «واژه  -، تغییریافتـه 1399: سـال  7398 شـماره   رانی ـا ی، استاندارد مل34-3 ربندیز [منبع: 
دوبـار جـایگزین    »نمونـه «و  »روش«، جـایگزین  »دسـتگاه «. در تعریـف  اسـت شده »میکروسکوپ«جایگزین 

 ].استدهش »آزمونه«

4-5-7  

 روبشی يالکترونی عبور میکروسکوپی

scanning transmission electron microscopy  
STEM 

 و شـده  کـانونی  الکترونـی  باریکـه یـک   هوسیلهبشده و یا الگوهاي پراش نمونه را نماییکه تصاویر بزرگ روشی
 .کندمیکنش برهمو با آن عبور  آناز  نمونه را روبش،سطح  و کندتولید می را شدهخوبی باریکبه

 . ودشمی استفاده nm 1 قطر کمتر ازالکترونی با  باریکهمعمولا از یک  روشاین  در -1 یادآوري

 ـ      پذیريتفکیکامکان تصویربرداري با  روشاین  -2 يیادآور  یـا ذرات  (نـازك    هبـالا از ریزسـاختار داخلـی و سـطح یـک نمون
 کـوچکتر از آن  میکرومتـري و   نـواحی یـابی شـیمیایی و سـاختاري    مشخصـه همچنین امکان کند. می فراهمرا  )کوچک) 9-3(

  د.سازمی فراهمپرتو ایکس و الگوي پراش الکترونی  هايطیف سیلهوبهارزشیابی را از طریق 

 »میکروسـکوپی «واژه  -، تغییریافتـه  1393: سـال  18085 شـماره  رانیا ی، استاندارد مل10-3 ربندیز :[منبع
 یـک باریکـه الکترونـی     « و »روش«، جـایگزین  »دسـتگاه «. در تعریـف  اسـت شـده  »میکروسکوپ«جایگزین 

 ـ«جایگزین  »روي سطح شدهخوبی باریک به وشده کانونی  کـانونی  نقطـه   کی ـکـه در   یالکترون ـ کـه یبار کی
 اضـافه   2و  1 يهـا  آوريادی ـ. اسـت شـده  »اسـت شـده روبش  یسطح نمونه در صفحه شطرنج ياست، روشده
 ].استشده

4-5-8  

 انرژيمیکروسکوپی الکترون کم

low energy electron microscopy  
LEEM 

  انرژي کشسانهاي کم الکترون هوسیلپراش سطح، بهي هارژیمیا  /که در آن سطوح با تصاویر واست روشی 
 شود.روبشی بررسی میالکترونی غیر باریکهحاصل از یک  1پراکندهپس

 شود.استفاده می و تمیز و تصویربرداري از سطوح بسیار صاف آنالیزطور معمول براي به از این روش -1 یادآوري

 انرژي دارند. eV   100تا eV  1گستره بینانرژي معمولا هاي کم الکترون -2 یادآوري

1- Backscattered 
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4-5-9  

 میکروسکوپی یونی روبشی

scanning ion microscopy 

نانومتر متمرکز شده و با روبش یک سـطح   زیربا مقیاس  نقطهروشی است که در آن یک پرتوي یونی در یک 
 کند.از آن تصویر ایجاد می

 .کردتوان براي تصویربرداري استفاده نیز می  ؛ شامل هلیم، نئون و آرگونمختلفاز منابع یونی  -یادآوري

4-5-10  

 کانونمیکروسکوپی نوري هم

confocal optical microscopy 
نورانی داراي پراش محدود، مورد تـابش   هشیئی با نقط هاز صفح یک نقطهکه در آن، یک روش میکروسکوپی 

 همرکزي صفح هکوچکتر از ناحی هشده از این نقطه، متمرکز شده و با یک ناحیساطعگیرد. سپس نور قرار می
 شود.می آشکارسازي ،پراش که در مکان متناظر در صفحه میدان بعدي قرار دارد

 شود.حاصل می ،شده آشکارسازيزمان نقاط موردتابش و  بزرگتر، از روبش نمونه و یا روبش همتصویر نواحی  -1 یادآوري

خارج نهی نور از صفحات برهم هپذیري محوري بهتر به وسیل تصویر و تفکیکبهتر کانونی منجر به تباین مبانی هم -2 یادآوري
 شود.می از کانون

 نیگزیجـا  »ينـور  کروسـکوپ یم« اصطلاح  -تغییریافته، ISO/TS 10394-2 ندارداستا، 3.2.10 زیربند[منبع: 
در . اسـت شـده  »یکروسـکوپ یم فن« نیگزیجا »یکروسکوپیمبراي روش « فیاست. تعرشده »کروسکوپیم«

 .]استشدهاضافه  »يمحور يریپذ کیتفک«قبل از  »و نیتبا« 2یادآوري 

4-5-11  

 یسطح هیافتبهبود سنجیبیضی تباینی میکروسکوپی

surface enhanced ellipsometric contrast microscopy 
SEEC microscopy 

 لغـزد و یـک  نمونـه مـی   هنگـامی کـه  تبـاین   دهنـده بهبودنـوري بـا اسـتفاده از سـطوح     روش تصویربرداري 
 است.    عرضی شگرقطب بانور انعکاسی  اپتیکی یمیکروسکوپ

منجـر بـه    ،1پادبازتـابی اند که زمان استفاده در شـرایط  شدهاین منظور طراحی تباین، براي  بهبوددهندههاي لغزش -یادآوري
 شود. 100در حدود اپتیکی افزایش حساسیت محوري میکروسکوپ 

1- Anti-reflecting 
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4-5-12  

 فلورسانس

fluorescence 
از آن  بلندتريماده جذب شده و با طول موج  وسیلهبهاي است که در آن نور با یک طول موج مشخص پدیده

 .یابدمی نشر

 ].استشدهحذف یادآوري  -تغییریافته،  ISO/TS 18115-2: 2013استاندارد، 5.52د زیربن[منبع: 

4-5-13  

 میکروسکوپی فلورسانس

fluorescence microscopy 
 شود.تصویربرداري می ،از ماده یافته نشر )12-5-4( فلورسانس در آنیک روش میکروسکوپی نوري است که 

منبع معمـولا در طـول مـوج کمتـري از     احتیاج است. این  به یک منبع نور ،از نمونه نگیختگی فلورسانسبراي برا -1 یادآوري
معمولا از فیلترها  یافته،نشربراي جداسازي برانگیختی نور  کند.شود، کار میطول موج نوري که براي تشکیل تصویر استفاده می

 شود.استفاده می

میکروسـکوپی فلورسـانس   کـانون،  (اپـی فلورسـانس)، هـم    1عریض این روش انواع گوناگونی دارد که شامل میدان -2 یادآوري
 شود.می )15-5-4( ریپذکیاَبرتفکمیکروسکوپی و  )TIRF( )4-5-14(میکروسکوپی  بازتابش کلی درونی

 فلورسانت تولید شود. 2هاي)(رزانه هايرنگوسیله  شده ممکن است ذاتی نمونه باشد یا بهفلورسانس مشاهده -3 یادآوري

4-5-14  

 میکروسکوپی فلورسانس بازتابش کلی درونی 

total internal reflection fluorescence  
TIRF microscopy  

 بازتابش کلموج ناپایدار تولیدشده از  هوسیلنازك به هدر یک لای )12-5-3( فلورسانسروشی است که در آن 
 شود.برانگیخته می ،درونی

 نیگزیجـا  »TIRFی کروسکوپیم« اصطلاح -، تغییریافتهISO 10934: 2020 استاندارد ،3.2.50زیربند [منبع: 
»TIRFM« استشده »یکروسکوپیم« نیگزیجا »روش« فیتعردر . استشده.[ 

1- Epifloursence 
2- Dyes 
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4-5-15  

 پذیرتفکیکمیکروسکوپی ابَر

super-resolution microscopy 
 پـراش محـدود    وسـیله بـه  معمـولا  وفضـایی بـالاتر از حـد     پذیريتفکیکبا  است که روش میکروسکوپییک 
 .شودمی

و میکروسکوپی  STED(1(نشر القایی  هتخلی، ) 16-5-4( یابی میکروسکوپی مکان  ترین نوع این روش شاملرایج -1 یادآوري
 .است SIM(2(روشنایی ساختاري 

 .هستنداستوار  )12-5-4( فلورسانس پایه  بر پذیر اَبرتفکیک یکروسکوپیم هايروش بیشتر -2 یادآوري

4-5-16  

 یابیمیکروسکوپی مکان

localization microscopy 
 مجـزا هـاي  یـابی دقیـق مولکـول   کـه در آن از مکـان   اسـت  )15-5-4( پذیر اَبرتفکیکمیکروسکوپی روشی از 

 شود.یک تصویر استفاده می سازي(معمولا فلورسانس) براي باز

 ،معمـولا در نـوع پـروب مورداسـتفاده    هـا  ایـن روش . اندشدهتدوین یابی،  هاي میکروسکوپی مکانبسیاري از روش -1 یادآوري
ال  ها عبارتند از: میکروسکوپی مکانهایی از این روشمتفاوت هستند. مثال هـاي  کـه بـر پایـه مولکـول     3 (PALM)یابی نورفعـ

 ـ  4(STORM)هاي فلورسانس) استوار است و نیز میکروسکوپی بازسـازي نـوري تصـادفی   (معمولا پروتئین نورفعال  هر پای ـکـه ب
 استوار است.  6فلورسانس ه) ساز5زدن یا تغییر (چشمک متناوب  )12-5-4( فلورسانس

، تصاویر نبایـد همپوشـانی داشـته باشـند، لـذا بـراي       فلورسانس هسازهاي معمولا براي دستیابی به مکان مولکول -2 یادآوري
 برخـی  کمـک  هـا بایـد بـه    یابی شـوند و مولکـول  مکان هاي متوالیها باید در قاببازسازي یک تصویر کامل، بسیاري از مولکول

 شوند. »خاموش«ها شیوه

 گیري سطح ویژهمرتبط با اندازه اصطلاحات  4-6

4-6-1  

 جرمی هویژ سطح مساحت

mass specific surface area 
 سطح کل نمونه تقسیم بر جرم آن است.مساحت 

1- Stimulated Emission Depletion 
2- Structured Illumination Microscopy 
3- Photo Activation Localization Microscopy  
4- Stochastic Optical Reconstruction Microscopy  
5- Blinking or change 
6- Fluorophores 
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 است. kg2m/یکاي سطح ویژه جرمی،  -یادآوري

اصـطلاح   بـه  »جـرم « - ، تغییریافتـه 1391: سـال  14525 شماره رانیا یاستاندارد مل، 11-3 ربندیز[منبع: 
   ].است اضافه شده نیز یادآوري و اضافه

4-6-2  

 حجمی هویژسطح مساحت 

volume specific surface area 
 سطح کل نمونه تقسیم بر حجم آن است.مساحت 

 است. m-1یکاي سطح ویژه حجمی،  -یادآوري

اضـافه  اصـطلاح  بـه  » حجـم «-، تغییریافتـه 1391: سـال  14525 ران،یا یاستاندارد مل ،11-3 ربندیز[منبع: 
 ]است. اضافه شده يادآوریاست و  شده »جرم« نیگزیجا »حجم«است.  شده

4-6-3  

 تلر-امت-برونرروش 

Brunauer-Emmet-Teller method 
 روش بتِ

BET method 
گیـري  و/یا جامدات متخلخل بـا انـدازه   شدهپخشپودر داخلی و خارجیِ  هویژ سطحمساحت کل روش تعیین 

گـاز   برجـذب دمـاي  و استفاده از روش بِت براي تفسـیر هـم  اند شدهجذب برطور فیزیکی که بهاست گازهایی 
 است.

 است. ] 28[ رجعروش م نیا أمنش هاي چندمولکولی است.گاز بِت در لایه برجذباین روش براساس مدل  -1 یادآوري

نانومتخلخل یا میکرومتخلخل) و نـوع چهـارم    هشدپخشدماي نوع دوم (جامدات هم برجذببراي فقط  بِت روش -2 یادآوري
 هـاي غیرقابـل دسـترس تشـخیص داده     ) کـاربرد دارد و تخلخـل  nm 50تـا   nm 2 (جامدات مزومتخلخل با قطر تخلخل بـین 

 .کرداستفاده  ،کنندمی جذببر شده راگیرياندازهکه گاز توان با اطمینان براي جامداتی شوند. روش بِت را نمینمی

 مرتبط با آنالیز شیمیایی اصطلاحات  5

5-1  

 اپتیکی سنجیطیف

optical spectroscopy 
کـه تـابش ایجادشـده در آن شـامل تـابش الکترومغنـاطیس مرئـی، فـرابنفش و         است سنجی یک روش طیف

 است. فروسرخ

22 

 



1401 اول): سال (تجدیدنظر........استاندارد ملی ایران شماره
   

5-2  

 (درخشایی) انسلومینس

luminescence 
هـا یـا   هاي موجود در یک ماده که در طول مـوج ها و یا یونها، مولکولاتم هوسیلهنوري ب تابشحاصل از  نشر

. در اثـر ایـن   آن ماده در آن دما، داراي تابش بیشـتري اسـت   گرمایی تابش دلیل بهنواحی مشخصی از طیف؛ 
 شوند.برانگیخته می ،آشفتگی گرماییپدیده، ذرات با یک انرژي غیر از 

 ]IEC 60054 -854: 1987 استاندارد ،4.18 زیربند[منبع: 

5-3  

 (نوردرخشایی) لومینسانس فوتو

photoluminescence 
 از جذب تابش نوري است.ناشی  )4-5( ییدرخشا

 ]IEC 60054 -854:1987 استاندارد ،4.19زیربند [منبع: 

5-4  

 (نوردرخشایی) لومینسانسفوتوسنجی طیف

photoluminescence spectroscopy 
PL spectroscopy 

 .  است زتابشیباشده و جذبهاي سنجی فوتونطیف

5-5  

 سنجی فلورسانسطیف

fluorescence spectroscopy 
مـاده   کی ـموجـود در   يها الکترون ختنیبرانگ يبراي منبع نور کیدر آن از که  است سنجیطیف روشیک 

   .شودمی ینور مرئ موجب نشر ،نه لزوماً ،معمولا و شود یاستفاده م

5-6  

 مرئی -فرابنفشسنجی طیف

ultraviolet-visible spectroscopy 
UV-Vis spectroscopy 
 

 ی و فرابنفش است.ئمر محدودههایی در تابشی که شامل تابش الکترومغناطیس با طول موج سنجی طیف
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5-7  

 فلورسانس همبستگیسنجی طیف

fluorescence correlation spectroscopy 
FCS 

 است. )4-5-12( فلورسانس تغییر شدت نوسانات زیآنالتابع استفاده از با  سنجیطیفیک روش 

 فلورسنت و میانگین زمـان نفـوذ را زمـانی کـه ذرات در حـال عبـور از حجـم         )3-9( ذراتتعداد  متوسطاین آنالیز  -یادآوري
 شوند.میذره (مولکول) تعیین در نهایت، غلظت و اندازه  کند.ارائه می ،گیري هستنداندازه

5-8  

 تبدیل فوریه فروسرخسنجی طیف

Fourier transform infrared spectroscopy 
FTIR 

 نوار پهن فروسرخیک تابش  بایک نمونه پیوندهاي مولکولی روشی که در آن  باسنجی که در آن نمونه  طیف
دست به روش ریاضی تبدیل فوریه براي . از گیردقرار می مولکولیپیوندهاي  شدن برانگیخته، تحت ی پ  ت

  د.شویک طیف جذب استفاده میآوردن 

5-9  

 اثر رامان

Raman effect 
فام که با یک کاهش یـا افـزایش انـرژي ناشـی از     تابش تک با شدهروشنهاي مولکول با همراه نشریافته تابش

 شود.یابی میمشخصه ،ارتعاشیبرانگیختگی چرخشی یا 

 ]ISO 18115-2:2013  استاندارد، 5.128زیربند [منبع: 

5-10  

 رامان سنجی طیف

Raman spectroscopy 
 بـراي بررسـی سـطوح انـرژي مولکـولی مورداسـتفاده قـرار         )5-9( رامانسنجی که در آن اثر یک روش طیف

 گیرد.می

 ]ISO 18115-2:2013 استاندارد ،5.129زیربند [منبع: 
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5-11  

 یافتهبهبود سنجی رامان سطحطیف

surface enhanced Raman spectroscopy  
SERS 

هـاي  مشخصی که به سطوح فلـزي ویـژه بـا برجسـتگی     )2-3( نانواشیاها یا براي مولکولسنجی که  در طیف
ــد،جــذب شــده )1-3( نانومقیــاس ــور مناســب یزمــان ان ــا ن ــر باشــد شــدهروشــن  یکــه ب   )9-5( رامــان، اث
 .شودمیمشاهده  بهبودیافته

 .شود شامل طلا، نقره، مس و آلومینیوم هستندتغییر درجه بهبود مشاهده می ها آنکه در فلزاتی  معمولا -1 یادآوري

 .گیردقرار مینانومتر ده تره چند سطور معمول در گزبري یک سطح به، رخ دهدیافتگی  بهبود اینکه براي -2 یادآوري

 ]ISO 18115-2: 2013 استاندارد ،6.129زیربند [منبع: 

5-12  

  یافتهبهبود سوزنسنجی رامان طیف

tip-enhanced Raman spectroscopy  
TERS 

 اثـر  ،دهقطبی ـ شده به وسیله نـور روشن نمونهنزدیک به سطح  خیلی با یک نوك فلزي آنکه در  یسنجفیط
 شود.میمشاهده  ايبهبودیافته )9-5( رامان

به تعریف اضـافه   »سنجی که در آن طیف« -تغییریافته، ISO 18115-2: 2013 استاندارد ،3.42زیربند منبع: [
 ]است. است و یادآوري حذف شده شده

5-13  

 الکترونی سنجطیف

electron spectrometer 
بر حسب تابعی  ،ها یا شدت متناظر با آن تعدادگیري تعداد الکترونبراي اندازهاز آن بخش مهمی اي که افزاره

 گیرد.  قرار می مورداستفاده ،انرژي جنبشی الکترونیاز 

و یـا بـراي توصـیف یـک      »انـرژي الکترونـی   آنالیزور«مترادف عنوان به »سنج الکترونیطیف«ممکن است عبارت  - یادآوري
 گاهی اوقاتمورداستفاده قرار گیرد.  بیشتريالکترونی -اپتیکی يانرژي الکترونی و اجزاآنالیزگر  تر براساس یک پیچیده دستگاه

الکترونـی، آشکارسـاز الکترونـی، منبـع     -نـوري  يکامل با یک آنـالیزگر انـرژي، اجـزا    يکار سامانهاین عبارت براي توصیف یک 
در  اصطلاح طور کلی معنی این بهشود. پردازش داده نیز استفاده می سامانهاجزاي کنترل الکترونیک و ، خلأبرانگیختگی، پمپ 
 شود.تر میمحتواي متن روشن

 انـرژي  آنـالیزگر « ارجـاع متقابـل بـه    -تغییـر یافتـه  ، ISO 18115-1:2013  اسـتاندارد  ،4.190زیربند [منبع: 
 ].استشدهتعریف آن جایگزین با  »)4.187( الکترونی
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5-14  

 انرژي الکترون اتلافسنجی طیف

electron energy loss spectroscopy  
EELS 

  (اسـمی)  نـامی  منبـع  یـک  هـا را از الکتـرون  يانـرژ  یـف ط )13-5( یسنج الکترونیفط یککه در آن  یروش
 دلیـل فرآینـدهاي کـاهش   بـه  اغلـب  و دکن ـیم ـ یريگبا نمونه اندازه کشسانکنش غیربرهمپس از  يانرژتک

 دهد.هایی نشان میپیک غیرکشسان
 یـا  )16-5( الکتـرون اوژه سـنجی  طیـف شـابه  م يدر حدود انـرژ  فرودي یپرتو الکترون یککه با استفاده از  یفیط -1 یادآوري

 است. یکمرتبط با آن پ يانرژ اتلاف طیف بهمجاور  یباتقر شود،ایجاد می )19-5( یکسا پرتو يهاونفوتوالکتر یسنجیفط

 یـه پرتـو، زاو  انـرژي  از تـابعی ، اسـت شـده  یـري گاندازه فرودي یپرتو الکترون یکبا  که الکترون يانرژ اتلاف یفط -2 یادآوري
 است. نمونه یو خواص الکترون نشر یهپرتو، زاو برخورد

جـایگزین   »سـنجی  طیـف «اصـطلاح   در - تغییریافتـه  ،ISO 18115-1:2013 استاندارد 4.197 زیربند[منبع: 
اضـافه   »کنـد  مـی  گیـري انـدازه  .....راالکترونـی  سـنج  روشی که در آن طیـف »  در تعریف،  است. شده »طیف«

 ].استشدهگذاري  دوباره شمارهبعدي اي ه و یادآوري استشدهحذف  1ي وراست. یادآ شده

5-15  

 الکترون اوژه

Auger electron  
 داخلـی  هلای یکدر  یخال يجا یکبا  یاتم از الکترون نشر به همراه، حالت پایهها در از اتم نشریافتهالکترون 

 است. یالکترون
 مشخصه هستند.هاي يانرژ يشده دارانشر يها الکترون  -یادآوري

بـا   »)4.44( ژهاو نـد یفرا«ارجاع متقابل بـه   -، تغییریافتهISO 18115-1:2013استاندارد ، 4.37زیربند [منبع: 
 ].استشده 3و  2، 1 هاي یادآوري جایگزین یادآوريیک . استشده نیگزیآن جا فیتعر

5-16  

 اوژهالکترون سنجی طیف

Auger electron spectroscopy 
AES 

 ) 15-5( هاوژ يهـا الکترون يانرژ یعتوز یريگاندازه يبرا )13-5( یسنج الکترونیفط از یک که در آن یروش
 .شودیسطح استفاده م یکاز  یافتهنشر

 اسـتفاده   keV 30تـا   keV 2 يالکتـرون در محـدوده انـرژ    باریکهیک  برانگیخته کردن الکترون اوژه از ياغلب برا - یادآوري
 ،»سنجی الکتـرون اوژه طیف«عبارت اما  .کردبرانگیخته  منابع یرها و سایون یکس،ا پرتوتوان با یرا م ي اوژههاالکترون. شود یم
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 پرتـو  منبـع جایی کـه از یـک   شود. استفاده می یالکترون باریکهشده با القا ختگیبرانگی برايمعمولا  ،افزوده هايتوصیفگربدون 
 ـ باریکهیک که  ییاما جا .شوندیارجاع م یرمبه سطح ف اوژه يهاالکترون يشود، انرژ یماستفاده  یکسا ی مورداسـتفاده  الکترون

ــی  ــرار م ــرد، ق ــعگی ــطح ف  مرج ــت س ــن اس ــممک ــا یرم ــطح  ی ــلأس ــه  خ ــد. ب ــت ط  باش ــن اس ــول ممک ــور معم ــفط   در ی
 .ارائه شود تفاضلی یا یممستقهاي  شکل

 ]SO 18115-1:2013 استاندارد ،3.1زیربند [منبع: 

5-17  

 فرابنفشسنجی فوتوالکترون طیف

ultraviolet photoelectron spectroscopy 
UPS 

 )18-5( يهـا ونفوتـوالکتر گیري توزیع انرژي براي اندازه )13-5( یسنج الکترونطیفاز یک روشی که در آن 
 .شودمیاستفاده  ،بنفشفرا هايفوتون هوسیلبه تابشت حتسطح  یکاز  یافتهنشر

 تشـدید  خطـوط تواننـد  یهسـتند کـه م ـ   هـا کنندهتخلیهاز  یشامل انواع مختلفبرد رایج ردر کا بنفشفرا پرتومنابع  -یادآوري
 يهـا  يانـرژ  يبـرا . کننـد  یدتول) را eV 40٫8 و eV 21٫2 يانرژ با He IIو  He I نشرعنوان مثال خطوط مختلف (به يگازها

  .یردگیممورداستفاده قرار  وترونرش سینکتاب یر،متغ

 ]ISO 18115-1: 2013 استاندارد ،3.22زیربند [منبع: 

5-18  

 فوتوالکترون

photoelectron 
 .یابدیم نشرماده  یکاز سطح  یسیکه به دنبال جذب تابش الکترومغناط یالکترون

5-19  

 سنجی فوتوالکترون پرتو ایکسطیف

X-ray photoelectron spectroscopy 
XPS 

 ـ  از کـه در آن  است روشی   هـا الکترونفوتـو گیـري توزیـع انـرژي    انـدازه  بـراي  )13-5( یطیـف سـنج الکترون
اســتفاده  ،یکــسا پرتــوتــابش فوتــون تحــت ســطح  یــکاز  نشــریافته )15-5( هژاو هــايالکتــرونو  )5-18(

 .می شود

 هسـتند.   eV 6/1253و  eV6/1486  یـب ترتدر بـه  فـام غیرتـک  Mg Kα و Al Kα ،یکـس ا پرتـو  منـابع معمـول   -یـادآوري 
 یگـر بـا د  یکـس ا پرتـو منابع مختلـف   از ها نیزدستگاهاز  یکنند. برخیاستفاده م Al Kαفام تک ياز پرتوها جدید هايدستگاه
  کنند.یاستفاده م وترونرهاي سینکتابش یاآندها 

 ]ISO 18115-1:2013  استاندارد، 3.23 زیربند[منبع: 
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5-20  

 پرتو ایکس جذبسنجی طیف

X-ray absorption spectroscopy 
XAS 

 .شودیم یريگاندازه یکسا پرتو ياز انرژ یعنوان تابعاز ماده به يعبور یکسا پرتوکه در آن جذب  یروش

 شود.یمماده استفاده  کییالکترون یاو/ موضعی یهندسساختار  یینتع يروش برا ینا -1 یادآوري

، XANES(2( یکـس ا پرتـو جذب  لبه یکنزد یسنجیف، ط1)XAFS( یکسا پرتوجذب  یزِساختار ر یسنجیفط -2 یادآوري
 .یکس هستندا پرتو جذب یسنجطیف، انواع (NEXAFS)3  به لبه یکنزد پرتوبافت جذب  یزِساختار ر یسنجیفط

5-21  

 پرتو ایکس فلورسانس

X-ray fluorescence 
XRF 

در  گرفتـه قرارمـاده   یـک  يور با شدت بالا فرودي یکسا پرتو باریکه یکافتد که یاتفاق م یزمان یهثانو تابش
 برخورد کند.   ،پرتو یرمس

 .داردآن ماده  اي ازهمشخص يطول موج و انرژ ،یهثانو نشر -یادآوري

   ]1387: سال 10373 شماره رانیا ی، استاندارد مل1-2 ربندیز[منبع:  

5-22  

  پرتو ایکس تفکیک انرژيسنجی طیف

energy-dispersive X-ray spectroscopy 
EDS or EDX 

 يبـرا شـود.  مـی  یريگاندازه يآشکارساز مواز یکبا  مجزا يهافوتون يکه در آن انرژ یکسا پرتو یسنجیفط
 .شودیماستفاده  يبا انرژ یکسا پرتو یعتوز نمایشگر ،4(بافت نگاشت) نمودار ستونیدادن نشان

. اسـت شـده اضافه اصطلاح به  »کسیا پرتو« -، تغییریافتهISO 22309: 2011 استاندارد، 3.11زیربند [منبع:  
نمـودار  «قبـل از   »رقمـی «و  اسـت شدهاضافه  »يتوسط آشکارساز مواز«. استشدهحذف » شکل« فیدر تعر
 .]استشدهحذف  »ستونی

1  - X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy 
2  - X-ray Absorption Near-Edge Spectroscopy 
3  - Near-edge Extended X-ray Absorption Fine structure Spectroscopy 
4- Histogram  -  
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5-23  

 جرمی  -القایی هشدپلاسماي جفتسنجی طیف

inductively coupled plasma mass spectrometry 
ICP-MS 

 هـا،  تیکردن آنالزهیونی يبرا ییالقاشده جفت يمنبع پلاسما کیسامانه ورود نمونه،  کیشامل  يزیروش آنال
 يسامانه متمرکزساز، جداسـاز و آشکارسـاز   کیشامل  یسنج جرمفیط کیو  خلأفصل مشترك پلاسما/ کی
 است. ونی

 ]ISO 19590استاندارد  ،3.3زیربند [منبع: 

5-24  

 ثانویهرمی یونسنجی جطیف

secondary-ion mass spectrometry 
SIMS 

 هـاي یـون  و فراوانـی  بارگیري نسبت توزیع جرم به سنج جرمی براي اندازهطیفاز یک که در آن است روشی 
 .استشده استفاده، يپر انرژ يهایون وسیلهبهبمباران  در اثر از یک نمونه یافتهنشر یهثانو

گیـري  که در حال انـدازه  يسطح مواد هايیهکه در آن لا شود می بنديپویا طبقه روشیعنوان به SIMS یطورکلبه -یادآوري
بـراي اینکـه    یـري گدر طول انـدازه که  هنگامی شودمی يبندطبقهایستا  روشی عنوانبهو  دنشویم مداوم حذف طور به هستند

 .باشد ions/m2 1016 کمتر از محدود به ز یوند سطح بدون آسیب باقی بماند،

 2  يادآوری ـو  اسـت شدهحذف  1 يادآوری -تغییریافته، ISO 18115-1: 2013استاندارد  ،3.17زیربند [منبع: 
 ].استشده جایگزین

5-25  

 اتم -پروب یتوموگراف

atom-probe tomography 
  تپـی  یـدان م تبخیـر وسـیله  بـه  )6-3( فلینـانو  یـک از منفـردي کـه    يهـا مولکـول  یـا ها اتم ییروش شناسا

 است. زمان پرواز یجرم یسنجیفبا ط آشکارسازي آنو  جداشده

 شود.یاستفاده م یتحساس به موقع یک آشکارسازاتم ها از  یجانب یتکشف موقع يبرا -یادآوري

5-26  

 شدهبیرون دادهگاز  آنالیز

evolved-gas analysis 
EGA 
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 یعنوان تـابع به ،ماده یک وسیلهبهآزادشده  ارفرّ )تمحصولا( محصول مقدار یاو/ یتکه در آن ماه روشی است
 .شوند)(می شودیم یريگاندازه قرار دارد، شدهنترلدمایی کبرنامه  یککه ماده تحت یدرحال، دمااز 

بـا   »برنامه«جایگزین شده و  »روش«با  »فن« -، تغییریافتهISO 472: 2013 استاندارد ،2.345 زیربند[منبع: 
 ].استشده. یادآوري حذف استشدهجایگزین  »برنامه زمانی«

5-27  

 مغناطیسی هسته تشدیدسنجی طیف

nuclear magnetic resonance spectroscopy 
NMR spectroscopy 

 هـا و اتـم  یمیاییش ـ و یزیکـی ف خـواص  یـین تع يبـرا  یاتم ههست تشدید یسیکه در آن خواص مغناط یروش
 گیرد.مورد استفاده قرار می هامولکول

5-28  

 پارامغناطیسی الکترونی تشدید
electron paramagnetic resonance 
EPR 

 (چرخش) الکترون تشدید اسپین
electron spin resonance  
(ESR) 

چند  یا یک يدارا ،الکترون نیاسپ تشدید ختگیبرانگی هنگام است که یمیاییش يهامطالعه گونه يبرای روش
 هستند.شده نجفتالکترون 

 .کندمی یريگاندازهرا  الکترون نیاسپاما است  هسته یسیمغناط دیتشد سنجیفیطبه  یهشباین روش  -یادآوري

5-29  

 قطبش دوگانه یسنجتداخل

dual polarization interferometry 
DPI 

سـطح   بـه  شدهجذب یمولکول یاسمق يهایهلا یبررس يبرا یزرل پرتو یک داریپاناکه در آن موج  است یروش
 گیرد.مورداستفاده قرار می ،1برموج یک

 دردر حـال وقـوع    یمیاییش ـ يهـا واکـنش  یزمان واقع یريگاندازهکرده و امکان  ییرتغسرعت تواند بهیقطبش م -1 یادآوري
 کند.را فراهم گذار  یانجر سامانه از یکتراشه  یکسطح 

1- Waveguide 
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 ،هـا مولکـول زیسـت  یگـر د یـا ها و یندر پروتئایجادشده  پیکربندي ییراتتغ یريگازهاند يبرا معمولااز این روش  -2 یادآوري
 .شودیماستفاده  ،ندنککنش میبرهمخود  یطمح با وقتی

 خواص  سایر گیري مربوط به اندازهاصطلاحات  6

 جرم گیري اندازهمربوط به  اصطلاحات 6-1

6-1-1  

 کوارتز میکروبالانس بلور

quartz crystal microbalance 
QCM  

 یـري گانـدازه  ،در جرم تغییرتعیین  يبلور کوارتز برا تشدیدگریک  بسامد ییرکه در آن تغ گیري دازهان دستگاه
 .شودیم

 .کرداستفاده  یعما يهایطدر مح یاو  ي، فاز گازخلأتوان در  یماز این روش  -يادآوری

6-1-2  

 سنجیوزن گرما

thermogravimetry 
TG 

 گرمایی یسنج وزن زیآنال
thermal gravimetric analysis 
TGA 

عنـوان  بـه تحت کنترل قـرار دارد،   ییدما هبرنام یک با کهنمونه، درحالی در جرم ییرکه در آن تغ ی استروش
 شود.  گیري میاندازه دمااز  تابعی

 ،تعریـف در  .اسـت شدهاضافه  اصطلاح مجاز -، تغییریافتهISO 472: 2013 استاندارد ،2.1173زیربند [منبع:  
 »مـاده «دو بـار جـایگزین    »نمونـه «اسـت.   شـده  »روشـی کـه در آن  « نیگزیجا »روشی که در آن تغییر در«

 ].استشدهحذف  يادآوری. است حذف شده »یا زمان«و  است شده

6-1-3  

 دیجرم تشد يریگ اندازه

resonant mass measurement 
RMM 

کننده دیتشـد  یسـاختار توخـال   کی قیاز طر یکی یکی) 13-3( تعلیقه کی) در 9-3( ذراتکه در آن  یروش
 شود. یساختار متناسب با جرم ذره م دیتشد بسامد رییذره باعث تغ ضورحدر آن و  ابندی یم انیجر

 کرد. نییآن تع یجرم آن و با دانستن چگال يتوان از رو یمعادل هر ذره را م يقطر کرو -1 یادآوري
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قابـل   nm  5تـا  nm 300 حـدود از ي ) از نظر تئـور 1-1-4( ذرهاندازه یک گستره و جرم ذرات،  یبسته به چگال -2 یادآوري
 است. يریگ اندازه

 گرمایی يریگ مربوط به اندازه اصطلاحات  6-2

6-2-1  

 سنجی روبشی تفاضلیگرما

differential scanning calorimetry 
DSC 

کنتـرل  تحـت کـه  یدرحـال ، مرجـع  هبه  یک مادبه ماده و  يورودهاي يکه در آن تفاوت در انرژ ی استروش
 شود.  می یريگاندازه دمااز  یتابع عنوانبهاند قرارگرفتهدمایی 

 گیري بلورینگی مربوط به اندازه اصطلاحات 6-3

6-3-1  

 پراش پرتو ایکس

X-ray diffraction 
 باریکـه حاصل از برخـورد   پراش يبا مشاهده الگو ،نمونه یک بلورشناسیدست آوردن اطلاعات به يبرای روش

 است. پرتو ایکس با آن

 اشـیاء نانو يمـواد حـاو   يفـاز  بیو ترک 1دوسهم یاندازه و شکل مناطق پراکندگ نیتخم يتوان برایروش م نیااز  -يادآوری
 ).2-3استفاده شود (

6-3-2  

 پراکندهپسپراش الکترون 

electron backscatter diffraction 
  EBSD 

  ی کـه هنگـام  ،هشـد کـج  یاربس یک آزمونه بلوري یاتم صفحاتو ی برگشت يهاالکترون ینب پراشی که یندفرآ
 .دهدیرخ مباشد،  شدهروشن باریکه الکترونی فرودي وسیله به

 ]ISO 24173: 2009استاندارد  ،3.7زیربند [منبع:  

1  - Coherent 
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6-3-3  

 شدهانتخاب هیناح یپراش الکترون

selected area electron diffraction 
SAED 

 بالا يانرژ عبوري با پراش الکترون
 

transmission high energy electron diffraction 
THEED 

 يهـا  با پراش الکترون روزنه که وسیله یکشده بهانتخاباز نمونه،   هیناح بلوري یککه در آن ساختار  روشی
 شود. یم یبررس شده،پراش يالگو کیمنجر به عبوریافته 

 هستند. keV 200 تا keV 10ي انرژ يمورداستفاده معمولاً دارا يها الکترون -1یادآوري 
 .است يدر مورد ساختار بلور یاطلاعات يحاو نیدهد و بنابرا یاز شبکه معکوس را نشان م يریتصو ،پراش يالگو  -2یادآوري 

 
اضـافه   اصـطلاح مجـاز   -، تغییریافتـه  1393: سـال  18085 شماره  رانیا ی، استاندارد مل9-3 ربندی[منبع: ز

 ......بـا «و  استشده» بلور« نیگزیجا »بلوري« .حذف شده »یالکترون یکروسکوپیدر م« فی. در تعراستشده
   .]ستاشده یادآوري اصلی نیگزیجا 2و  1یادآوري . استاضافه شده» پراش شدهي الگو

 هاتعلیقه گیري اندازهمربوط به  اصطلاحات  6-4

6-4-1  

 الکتروکوچی

electrophoresis 
 یک ـیالکتردانی ـم ریتـأث تحـت کـه   عیور در مـا غوطه ها، تیالکترول یپل ای) 9-3( يدیحرکت ذرات باردار کلوئ

 است. یخارج

   ISO 26824: 2013]استاندارد ،17.2.2زیربند [منبع: 

6-4-2  

 سرعت الکتروکوچی

electrophoretic velocity 
 .است )1-4-6( الکتروکوچی فرآیند ینحدر  )9-3( ذرهسرعت 

 شود.بیان می 1برحسب متر برثانیهپذیري الکتروکوچی تحرك -یادآوري

1- m/s 
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  ]ISO 13099-1: 2012 استاندارد ،2.2.6زیربند [منبع: 

6-4-3  

 الکتروکوچی پذیريتحرك

electrophoretic mobility 
 تقسیم بر قدرت میدان الکتریکی است. )2-4-6(عبارت از سرعت الکتروکوچی 

الکتروکوچی آن مثبت و در حالت برعکس،  پذیريبه سمت پتانسیل کمتر حرکت کند، تحرك )9-3( ذرهاگر یک  -1 یادآوري
 منفی خواهد بود.

 شود.بیان می 1ولت -ضرب ثانیه متر بر حاصلمجذور برحسب پذیري الکتروکوچی تحرك -2 یادآوري

 ]ISO 13099-1: 2012 استاندارد ،2.2.5زیربند [منبع: 

6-4-4  

 لغزش هصفح

slipping plane 
 برشی هصفح

shear plane 
 یتـنش برش ـ  یرتـاث تحـت  یعآن مـا  در کـه مکانی است /جامد در یعما فصل مشترك رمجاو یانتزاع ايصفحه

 کند.می شزلغشروع به  ،نسبت به سطح

بـه همـین    و داده شـده  اصطلاح تغییر -، تغییریافتهISO 13099-1: 2012 استاندارد، 2.1.11زیربند [منبع:  
 ].جح استمرّ اصطلاح »برشی هصفح« دلیل

6-4-5  

 بشینالکتروج پتانسیل

electrokinetic potential 
 پتانسیل زتا

zeta potential 
 است.توده  یعو ما )4-4-6(برشی  هصفح ینب یکیالکتر یلتفاوت پتانس

 شود.بیان می ولتبا یکاي  پتانسیل زتا -یادآوري

 »لغزش هصفح«جایگزین  »برشی هصفح« -تغییریافته، ISO 13099-1:2012استاندارد  ،2.1.8زیربند [منبع: 
 ].استشده

1- m²/Vs 
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6-4-6  

 چگالی بار الکتریکی سطحی

electric surface charge density 
 تـوده هـا از   دلیل جذب سطحی مشخص یونبار الکتریکی موجود در فصل مشترك تقسیم بر مساحت آن (به

 هاي سطحی) است.جایی گروه دلیل جابهو یا به مایع

 شود.بیان می C/m2چگالی بار الکتریکی سطحی با یکاي  -یادآوري

 ]ISO 13099-1: 2012 استاندارد ،6.1.2زیربند [منبع: 
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نامهکتاب  

[1] ISO 472: 2013, Plastics — Vocabulary  
[2] ISO 3252: 2019, Powder metallurgy — Vocabulary 

ضخامت  يریگاندازه –يفلز يهاپوشش، 1387: سال 10373استاندارد ملی ایران شماره   ]3[
 کسیپرتو ا سنجی طیفروش  - پوشش

[4] ISO 4618: 2014, Paints and varnishes — Terms and definitions 

 یمیترس شی: نما1قسمت  يدانه بند جیارائه نتا، 1384: سال 8201-1استاندارد ملی ایران شماره    ]5[

جـذب   بـا جامدات  ژهیمساحت سطح و نییتع، 1391: سال 14525استاندارد ملی ایران شماره    ]6[
 BETروش  -گاز  یسطح

 يهامشخصات نانولوله نییتع -نانو يفناور، 1393: سال 18085ستاندارد ملی ایران شماره ا  ]7[
 )TEM( يعبور یالکترون کروسکوپیجداره با استفاده از متک یکربن

[8] ISO 10934: 2020, Microscopes — Vocabulary for light microscopy 
[9] ISO/TS 12025: 2012, Nanomaterials — Quantification of nano-object release from 

powders by generation of aerosols 
ء از ینانوش شیرها یکم نییتع-نانو يفناور، 1392: سال 17149استاندارد ملی ایران شماره   ]9[

 هاهواسل دیاز تول یناش يپودرها

[10] ISO/TR 13097: 2013, Guidelines for the characterization of dispersion stability 
[11] ISO 13099-1: 2012, Colloidal systems — Methods for zeta-potential determination — 

Part 1: Electroacoustic and electrokinetic phenomena 

[12] ISO 14695: 2003, Industrial fans — Method of measurement of fan vibration 
 ارتعاش فن يریگروش اندازه -یصنعت يهافن، 1390: سال 14835استاندارد ملی ایران شماره   ]12[

[13] ISO 14966: 2019, Ambient air — Determination of numerical concentration of 
inorganic fibrous particles — Scanning electron microscopy method 

 تیقابل لیتحل -اندازه ذره عیتوز نیی، تع1389: سال 13830شماره  رانیا یمل ستانداردا  ]14ّ[
 روسلئذرات آ يبرا یتفاضل یکیحرکت الکتر

[15] ISO 18115-1: 2013, Surface chemical analysis — Vocabulary — Part 1: General terms 
and terms used in spectroscopy 

[16] ISO 18115-2: 2013, Surface chemical analysis — Vocabulary — Part 2: Terms used in 
scanningprobe microscopy 

[17] ISO/TS 19590: 2017, Nanotechnologies — Size distribution and concentration of 
inorganic nanoparticles in aqueous media via single particle inductively coupled plasma 
mass spectrometry 
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[18] ISO/TS 21357: 2022) Nanotechnologies — Evaluation of the mean size of nano-objects 
in liquid dispersions by static multiple light scattering (SMLS) 

[19] ISO/TS 21362: 2018, Nanotechnologies — Analysis of nano-objects using 
asymmetrical-flow and centrifugal field-flow fractionation 

[20] ISO 22309: 2011, Microbeam analysis — Quantitative analysis using energy-dispersive 
spectrometry (EDS) for elements with an atomic number of 11 (Na) or above 

[21] ISO 24173: 2009, Microbeam analysis — Guidelines for orientation measurement using 
electron backscatter diffraction 

[22] ISO 26824: 2013, Particle characterization of particulate systems — Vocabulary 
[23] ISO 29301: 2017, Microbeam analysis — Analytical electron microscopy — Methods for 

calibrating image magnification by using reference materials with periodic structures 
ــماره    ]23[ ــران ش ــی ای ــتاندارد مل ــال 7398 اس ــتحل، 1399: س ــهیکروباریم لی ــکوپیم - ک   یکروس

ــ ــیتحل یالکترون ــاروش -یل ــیکال يه ــا  ونیبراس ــزرگ نم ــو ییب ــواد    ریتص ــتفاده از م ــا اس ب
 بمتناو يساختارها يمرجع دارا

ــران    ]24[ ــی ای ــتاندارد مل ــماره  -اس ــزو، ش ــال 80004-1ای ــاور، 1395: س ــانو يفن ــه -ن    -واژه نام
 یاصطلاحات اصل :1 قسمت

  -نامهواژه -نانو يفناور، 1395: سال 80004-2ایزو، شماره  -استاندارد ملی ایران   ]25[
 اءیاش نانو  :2قسمت    

  -نامهواژه -نانو يفناور، 1395: سال 80004-12ایزو، شماره  -استاندارد ملی ایران    ]26[
 نانو يدر فناور یکوانتوم يهادهیپد :12قسمت 

[27] IEC 60050-845: 1987, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 845: 
Lighting 

[28] Brunauer, S., Emmett, P.H. and Teller, E. Adsorption of gases in multimolecular layers. 
J. Am.Chem. Soc. 1938, 60, p. 309 

 
  

37 

 



1401 اول): سال (تجدیدنظر........استاندارد ملی ایران شماره
   

هینما  

 شماره
ربندیز  

یسیانگل هینما  یفارس هینما 

5-9  Raman effect رامان اثر 

3-11  aggregate انبوهه 

4-1-1  particle size ذره اندازه 

6-1-3  resonant mass measurement, RMM دیتشد جرم يریگاندازه 

4-2-8  nanoparticle tracking analysis, NTA نانوذرات يریردگ زیآنال 

4-2-8  particle tracking analysis, PTA نانوذرات يریردگ زیآنال 

5-26  evolved-gas analysis, EGA شدهداده رونیب گاز زیآنال 

6-1-2  thermal gravimetric analysis, TGA ییگرما یسنجوزن زیآنال 

6-4-5  electrokinetic potential یالکتروجنبش لیپتانس 

6-4-5  zeta potential زتا لیپتانس 

6-3-2  electron backscatter diffraction, EBSD پراکندهپس الکترون پراش 

6-3-3  transmission high energy electron diffraction, 
THEED 

 بالا يانرژ با يعبور الکترون پراش

6-3-3  selected area electron diffraction, SAED شدهانتخاب هیناح یالکترون پراش 

6-3-1  X-ray diffraction کسیپرتوا پراش 

4-2-3  neutron diffraction ینوترون پراش 

4-2-4  small-angle X-ray scattering, SAXS کوچک هیزاو کسیا پرتو یپراکندگ 

4-2-2  small-angle neutron scattering, SANS کوچک هیزاو ینوترون یپراکندگ 

4-2-5  light scattering نور یپراکندگ 

4-2-9  static multiple light scattering, SMLS کیاستات چندگانه نور یپراکندگ 

4-2-7  dynamic light scattering, DLS اینورپو یپراکندگ 

4-2-7  photon correlation spectroscopy, PCS اینورپو یپراکندگ 

3-14  dispersion پراکنه 

6-4-3  electrophoretic mobility یالکتروکوچ يریپذتحرك 

5-29  dual polarization interferometry, DPI دوگانه قطبش یسنجتداخل 
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شماره 
ربندیز  

یسیانگل هینما  یفارس هینما 

5-28  electron spin resonance, ESR الکترون(چرخش) نیاسپ دیتشد 

5-28  electron paramagnetic resonance, EPR یالکترون یسیپارامغناط دیتشد 

3-13  suspension قهیتعل 

4-1-2  particle size distribution ذره اندازه عیتوز 

5-25  atom-probe tomography اتمپروب یتوموگراف 

4-4-5  
line-start incremental disc-type centrifugal liquid 

sedimentation, line-start incremental disc-type 
CLS 

 ياصفحه زیگر مرکز عیما ینینشته
  ،یشیافزا یخط ياندازراه با
از نوع  یشیافزا یخط ياندازهرا

  سکید

4-4-4  centrifugal liquid sedimentation, CLS زیمرکزگر عیما ینینشته 

4-4-5  differential centrifugal sedimentation, DCS یتفاضل زیمرکزگر ینینشته 

4-4-1  field-flow fractionation, FFF دانیم با انیجر کردنجزءجزء 

4-4-3  centrifugal field-flow fractionation, CF3 
 دانیم انیجر کردنجزءجزء

 زیمرکزگر

4-4-2  asymmetrical-flow field-flow fractionation, 
AF4 

 با نامتقارن انیجر ردنکجزءجزء
 دانیم

6-4-6  electric surface charge density یسطح یکیبارالکتر یچگال 

4-4-7  resistive pulse sensing, RPS یتپ یمقاومت حسگر 

4-4-7  electrical sensing zone method یکیالکتر يامنطقه حسگر 

3-9  particle ذره 

4-6-3  Brunauer–Emmett–Teller method, BET 
method 

 تلر، روش بِت –امت  -رنبرو روش

4-3-3  differential mobility analysing system, 
DMAS 

 یتفاضل تحرك لیتحل سامانه

6-4-2  electrophoretic velocity یالکتروکوچ سرعت 

4-2-1  radius of gyration چرخش شعاع 

4-1-3  particle shape ذره شکل 

4-3-1  condensation particle counter, CPC ذره تراکم شمارنده 
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شماره 
ربندیز  

یسیانگل هینما  یفارس هینما 

4-4-7  Coulter counter کالتر شمارنده 

6-4-4  shear plane یبرش صفحه 

6-4-4  slipping plane لغزش صفحه 

4-3-2  differential electrical mobility classifier, 
DEMC 

 یتفاضل یکیالکتر کنندهيبندطبقه

5-11  surface-enhanced Raman spectroscopy, 
SERS 

رامان سطح  یسنج فیط
 افتهیبهبود

5-12  tip-enhanced Raman spectroscopy, TERS 
رامان سوزن  یسنج فیط

 افتهیبهبود

5-6  UV-Vis spectroscopy یمرئ -فرابنفش یسنج فیط 

5-17  ultraviolet photoelectron spectroscopy, UPS فوتوالکترون فرابنفش یسنج فیط 

5-1  optical spectroscopy یکیاپت یسنجفیط 

5-14  electron energy loss spectroscopy, EELS الکترون يانرژ اتلاف یسنجفیط 

5-16  Auger electron spectroscopy, AES اوژه الکترون یسنجفیط 

5-13  electron spectrometer یالکترون یسنجفیط 

5-22  energy-dispersive X-ray spectroscopy, EDX 
 کیتفک کسیا پرتو یسنجفیط

 يانرژ

5-23  inductively coupled plasma mass spectrometry, 
ICP-MS 

 شدهجفت يپلاسما یسنجفیط
 یجرم -ییالقا

4-4-8  single-particle inductively coupled plasma mass 
spectrometry, sp-ICP-MS 

 شدهجفت يپلاسما یسنجفیط
 ياذرهتک یجرم –ییالقا

5-27  nuclear magnetic resonance spectroscopy, NMR 
spectroscopy 

 یسیمغناط دیتشد یسنجفیط
 هسته

5-20  X-ray absorption spectroscopy, XAS کسیپرتوا جذب یسنجفیط 

5-24  secondary-ion mass spectrometry, SIMS هیثانو ونی یجرم یسنجفیط 

5-10  Raman spectroscopy رامان یسنجفیط 

5-8  Fourier transform infrared spectroscopy, 
FTIR 

 هیفور لیتبد فروسرخ یسنجفیط

5-5  fluorescence spectroscopy فلورسانس یسنجفیط 
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شماره 
ربندیز  

یسیانگل هینما  یفارس هینما 

5-19  X-ray photoelectron spectroscopy, XPS 
 فوتوالکترون یسنجفیط

 کسیپرتوا

5-4  photoluminescence spectroscopy, PL 
spectroscopy 

 نسانسیلومفوتو یسنجفیط
 )یی(نوردرخشا

5-7  fluorescence correlation spectroscopy, FCS فلورسانس یهمبستگ یسنجفیط 

4-5-12  fluorescence فلورسانس 

5-21  X-ray fluorescence, XRF کسیپرتوا فلورسانس 

5-18  photoelectron فوتوالکترون 

5-3  photoluminescence یی(نوردرخشا نسانسیلومفوتو( 

4-1-5  equivalent diameter معادل قطر 

4-2-6  hydrodynamic diameter یکینامیدرودیه قطر 

6-4-1  electrophoresis یالکتروکوچ 

4-3-4  Faraday-cup aerosol electrometer, FCAE ل الکترومتريفاراد فنجان هواس 

5-15  Auger electron اوژه الکترون 

4-4-6  size-exclusion chromatography, SEC نیگزاندازه یکروماتوگراف 

3-10  agglomerate انبوهه کلوخه 

6-1-2  thermogravimetry, TG یسنجوزن گرما 

6-2-1  differential scanning calorimetry, DSC یتفاضل یروبش یگرماسنج 

5-2  luminescence یی(درخشا نسانسیلوم( 

4-4-4  analytical centrifugation یلیتحل يزیمرکزگر 

4-6-1  mass specific surface area یجرم ژهیو سطح مساحت 

4-6-2  volume specific surface area یحجم ژهیو سطح مساحت 

6-1-1  quartz crystal microbalance, QCM کوارتز بلور کروبالانسیم 

4-5-15  super-resolution microscopy رتفک یکروسکوپیمریپذکیاَب 

4-5-8  low energy electron microscopy, LEEM يانرژکم الکترون یکروسکوپیم 

4-5-5  scanning electron microscopy, SEM یروبش یالکترون یکروسکوپیم 
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شماره 
ربندیز  

یسیانگل هینما  یفارس هینما 

4-5-6  transmission electron microscopy, TEM يعبور یالکترون یکروسکوپیم 

4-5-7  scanning transmission electron microscopy, 
STEM 

 يعبور الکترونی یکروسکوپیم
 یروبش

4-5-1  scanning probe microscopy, SPM یروبش یپروب یکروسکوپیم 

4-5-11  surface enhanced ellipsometric contrast 
microscopy, SEEC microscopy 

 یسنجیضیب ینیتبا یکروسکوپیم
 یسطح افتهیبهبود

4-5-3  scanning tunnelling microscopy, STM یروبش یزنتونل یکروسکوپیم 

4-5-13  fluorescence microscopy فلورسانس یکروسکوپیم 

4-5-14  total internal reflection fluorescence microscopy, 
TIRF microscopy 

 بازتابش فلورسانس یکروسکوپیم
 یدرون یکل

4-5-16  localization microscopy یابیمکان یکروسکوپیم 

4-5-4  near-field scanning optical microscopy, 
NSOM 

  یروبش ينور یکروسکوپیم
 کینزددانیم

4-5-4  scanning near-field optical microscopy, 
SNOM 

  یروبش ينور یکروسکوپیم

 کینزددانیم

4-5-10  confocal optical microscopy کانونهم ينور یکروسکوپیم 

4-5-2  atomic-force microscopy, AFM یاتم يروین یکروسکوپیم 

4-5-9  scanning ion microscopy یروبش یونی یکروسکوپیم 

3-3  nanoparticle نانوذره 

3-2  nano-object ءینانوش 

3-4  nanoplate نانوصفحه 

3-7  nanotube نانولوله 

3-6  nanofibre فینانول 

3-1  nanoscale اسینانومق 

3-5  nanorod لهینانوم 

4-1-4  aspect ratio يمنظر نسبت 

3-8  quantum dot یکوانتوم نقطه 
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شماره 
ربندیز  

یسیانگل هینما  یفارس هینما 

3-12  aerosol لهواس 
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